Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pracovisté kalibra¢ni laboratofe:

1. Uherské HradiSté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

2. Zlin tiida Tomase Bati 5264, 760 01 Zlin
3. Praha Kielovicka 970, 104 00 Praha 10 — Uhfinéves
4, Brno Kiizikova 70, 612 00 Brno
CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
VI,’Oi'l Kalibrovand veli¢ina/Pfedmét Jmenovity rozsah I?élratnetr.(}{) rljsg?fiziiil;i?iv;g?a Princip kalibrace llcgle}rl])?:élﬁfli Pri\c?-
Cislo kalibrace min  jedn. max jedn, |méfené veliiny méFeni? pOStUpUS visté
1 Posuvna méfidla 0 mm az 100 mm 12 um Pfimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 1/D 1
100mm  az 500 mm 14 pm
2 Hloubkomeéry 0 mm az 200 mm 13 um Ptimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 1/D
3 Vyskoméry 0 mm az 500 mm 14 um Ptimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 1/D
4 Mikrometry 0 mm az 50 mm 1,6 um Ptimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 2/D
50mm az 100 mm 2,0 um
100 mm az 200 mm 3,2 um
5 Mikrometrické hloubkomeéry 0 mm az 100 mm 2 um Piimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 2/D
6 |Tridotykovy dutinomér Pi{imé méfeni etalonovych nastavnych krouzka |KP 2/D
s mikrometrickym Sroubem 0mm az 50 mm 1,6 um
50 mm az 75 mm 1,8 um
7Smm  az 100 mm 2,0 um
7 Ttidotykovy dutinomér Pi{mé méfeni etalonovych nastavnych krouzka |KP 2/D
s padkovym mechanismem Omm az 50 mm 2,1 um
50 mm az 75 mm 2,3 um
7Smm  az 100 mm 2,5um
8 Dvoudotykovy dutinomér 0 mm az 35 mm 2,5 um Piimé méfeni etalonovych nastavnych krouzka |KP 2/D
35mm  az 65 mm 2,6 um
65 mm az 75 mm 2,7 um
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

,ITOF'l Kalibrovand veliina/Pfedmét I?iaratnetr.(x) roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Prgcs)-
cislo kalibrace min  jedn. max jedn, |méFené veli¢iny méfeni? poStUpU? visté

BSmm  az 100 mm 2,9 um
9 Pasametry 0 mm az 25 mm 0,5 um Ptimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 2/D

25mm  az 50 mm 0,8 um

50 mm az 75 mm 1,2 um

75 mm az 100 mm 1,5 um

100 mm az 125 mm 1,8 um

125 mm az 150 mm 2,2 um

150 mm az 175 mm 2,5um

175 mm az 200 mm 2,9 um
10 | Mikropasametry 0 mm az 25 mm 2,0 um Ptimé méfeni pomoci koncovych mérek KP 2/D

25 mm az 50 mm 2,5 um

50 mm az 75 mm 3,2 um

75 mm az 100 mm 3,8 um

100 mm az 125 mm 45 um

125 mm az 150 mm 5,4 um

150 mm az 175 mm 6,1 um

175mm  az 200 mm 6,9 um
11 | Setinové tchylkoméry Omm az 100 mm (2L +6) um Porovnani s etalonovym délkomérem KP 3/D
12 | Tisicinové uchylkoméry Omm az 50 mm (2L +1) um Porovnani s etalonovym délkomérem KP 3/D
13 | Valeckové kalibry Omm az 200 mm (3L +0,5) pm | Pfimé méfeni délkomé&rem KP 3/D
14 | Ploché kalibry Omm az 200 mm (3L +0,5) um | Pfimé méfeni délkomérem KP 3/D
15 | Mezni zavitove trny Omm az 200 mm (5L +3) um Pfimé méfeni délkomérem KP 3/D
16 | Ptesné kontrolni trny 0Omm az 50 mm (1L +0,5) um | Pfimé méteni délkomérem KP 3/D
17 | M¢fici dratky 017mm az 635mm (1L +0,5) pm | Pfimé méfeni délkomé&rem KP 3/D
18 | Nastavovaci krouzky 10mm az 200 mm (4L +1,2) um | Pfimé méfeni délkomérem KP 3/D
19 |Mikrometrické hloubkoméry 0mm az 100 mm 2,0 um Ptimé méfeni délkomérem KP 3/D
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Pof. | Kalibrovana veli¢ina/Piredmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Negglzm,udéfyana I . Ide.ntlflvke}ce Praco-
Cislo! kalibrace —— - méFené velidiny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Viste
min jedn. max  jedn. méieni? postupu®

20 | Ocelova meritka 0 mm az 250 mm 0,05 mm | Pfimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

21 |Pravitka — piimost Omm az 250 mm 0,007 mm | Pfimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

22 | Zavitové mérky 0 mm az 300 mm 0,01 mm | Pfimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

23 |Radiusové mérky 0 mm az 300 mm 0,01 mm | Pfimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

24 | Tvarové kalibry Omm az 300 mm (1L +0,5) um | Pfimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

25 |Koncové mérky 05mm az 100 mm (2L +0,2) um | Porovnani s etalonovymi koncovymi mérkami | KP 21/D

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.

2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muze
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etn€ vSech zmén).

L  mefena délka v metrech
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor méfené veli¢iny: Rovinny uhel
Por. Kalibrovana veli¢ina/Pfredmét Jmenovity rozsah Parametr(y) Neg'flvizs1,ud2}yana Princio kalib Ide.ntlflvka’ce Praco-
Zislo! Kalibrace — - méFené velidiny rozsirena nejistota rincip kalibrace kalibra¢niho viste

min jedn. max jedn. méieni? postupu?®

1 Uhelniky 0° az 180° 25" Ptimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D 1

2 Uhloméry 0° az 360° 25" Ptimé méfeni etalonovym mikroskopem KP 4/D

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaéeny hvézdickou.

2

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmeén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Mechanicky pohyb (otacky)

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Pot Jmenovity rozsah Parametr(y) | NejniZsi udavana Identifikace Praco-
él’SlO.l Kalibrovana veli¢ina/ Piedmét kalibrace méiené rozsifena Princip kalibrace kalibra¢niho ikt
min  jedn. max  jedn. veli¢iny | nejistota méieni? postupu?®
1* | Otacky/analogové a digitalni dotykové i Piimé méfeni optického signalu nebo piimé | KP 6/F 1
bezdotykové otackomeéry, snimace porovnani s etalonovym otackomérem
otadek, stroboskopy 1 min? az 10000 min! 0,006 mint
10 000 mint az 999 999 min* 0,03 min*
2mint az 999,99 min? 0,1 min? M¢feni etalonovym ota¢komérem
1000 mint az 9999 min*! 0,9 min!
10 000 min az 999 999 min* 7,0 min?

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového ¢isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnote, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muiize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné v§ech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

CMC pro obor méfené veli¢iny: Tvrdost
vl? OF} ve:?é?:gjgyeac;‘;ét Jmenovity rozeah Parametr.(?.r) méFené rli;g?il:;léuni?:sigsa Princip kalibrace ll(gleirl])tr:lélﬁfﬁ) Pr.r:}CE)-
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny méfeni? postupu® | VIOE
1 |Tvrdomér Shore A Ptimé méfeni sily na kalibratoru a méfeni geometrie KP 1/H 2
1 Shore A az 100 Shore A | Sila pruziny 31 mN 0,3 Shore A | hrotu obrazovym analyzatorem
2 | Tvrdomér Shore C Ptfimé méfeni sily na kalibratoru a méfeni geometrie KP 1/H
1Shore C az 100 Shore C | Sila pruziny 71 mN 0,3 Shore C | hrotu obrazovym analyzatorem
3 | Tvrdomér Shore D Pfimé méfeni sily na kalibratoru a méfeni geometrie KP 1/H
1Shore D az 100 Shore D | Sila pruziny 71 mN 0,3 Shore D | hrotu obrazovym analyzatorem
4 | Tvrdomér IRHD/N Ptimé méfeni sily na kalibratoru a méfeni geometrie KP 2/H
10 IRHD az 100 IRHD 0,6 IRHD hrotu obrazovym analyzatorem
5 | Tvrdomér IRHD/m Ptimé méfeni sily na kalibratoru a méfeni geometrie KP 2/H
10 IRHD az 100 IRHD 1,1 IRHD hrotu obrazovym analyzatorem

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muze
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(vEetné vSech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor mérené veli¢iny: Tlak, mechanické napéti

Poi. Kalibrovana Jmenovity rozsah P o ew. Nejnizsi udavana rozsifena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
islo' | veli¢ina/PFredmét kalibrace ; . . arametr(y) mérené veliCiny nejistota méieni? Princip kalibrace kalibracniho | * o,
min  jedn. max jedn. postupu®
1* | Deformacni tlakoméry Porovnani s etalonovym | KP 1/P 1
OkPa az 10kPa | Pretlak plyn 0,015 % + 0,058 kPa digitalnim tlakomérem
10 kPa az 400 kPa 0,046 % + 0,07 kPa
0,4 MPa az 2 MPa 0,046 % + 0,18 kPa
2MPa az 6 MPa 0,015 % + 0,42 kPa
OkPa az 95kPa | Podtlak plyn 0,046 % + 0,07 kPa
70 kPa az 130kPa | Absolutni tlak plyn* 0,015 % + 0,12 kPa
130 kPa az 520 kPa 0,046 % + 0,13 kPa
0,52 MPa az 2,12 MPa 0,046 % + 0,21 kPa
2,12 MPa  az 6 MPa 0,015 % + 0,44 kPa
6 MPa az 16 MPa | Pietlak, absolutni tlak  plyn, kapalina* 0,015 % + 1,2 kPa
16 MPa az 60 MPa | Pretlak, absolutni tlak  kapalina* 0,046 % + 11 kPa
60 MPa az 100 MPa 0,012 % + 8,3 kPa
70 kPa az 120 kPa | Barometricky tlak 0,082 kPa
2* | Pfevodniky tlaku Porovnani s etalonovym | KP 2/P
OkPa az 10kPa | Pretlak plyn 0,015 % + 0,0018 kPa | digitalnim tlakomérem
10 kPa az 400 kPa 0,048 % + 0,035 kPa
0,4 MPa az 2 MPa 0,048 % + 0,12 kPa
2MPa az 6 MPa 0,015 % + 0,35 kPa
OkPa az 95kPa | Podtlak plyn 0,048 % + 0,035 kPa
70kPa az 130kPa | Absolutni tlak plyn* 0,015 % + 0,1 kPa
130 kPa az 520 kPa 0,048 % + 0,11 kPa
0,52 MPa az 2,12 MPa 0,048 % + 0,16 kPa
2,12 MPa az 6 MPa 0,015 % + 0,36 kPa
6 MPa az 16 MPa | Pfetlak, absolutni tlak  plyn, kapalina* 0,015 % + 0,93 kPa
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

,I,’OFE - KavlibrO\v/ané . Jmenovity rozsah Parametr(y) mérené veli¢iny Nejnii§£udi’|vanzjvroz,§211'*ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ic?_
cislo velic¢ina/Pfedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
16 MPa az 60 MPa | Pretlak, absolutni tlak  kapalina* 0,048 % + 11 kPa
60 MPa az 100 MPa 0,012 % + 8,1 kPa
70 kPa az 120 kPa | Barometricky tlak 0,12 %
3* | Cislicové tlakoméry Porovnani s etalonovym | KP 3/P
OkPa az 10kPa Pretlak plyn 0,015 % + 0,0018 kPa | digitalnim tlakomérem
10 kPa az 400 kPa 0,046 % + 0,039 kPa
0,4 MPa az 2 MPa 0,046 % + 0,14 kPa
2MPa az 6 MPa 0,015 % + 0,36 kPa
OkPa az 95kPa | Podtlak plyn 0,046 % + 0,039 kPa
70kPa az 130 kPa | Absolutni tlak plyn* 0,015 % + 0,1 kPa
130 kPa az 520 kPa 0,046 % + 0,11 kPa
0,52 MPa az 2,12 MPa 0,046 % + 0,17 kPa
2,12 MPa az 6 MPa 0,015 % + 0,37 kPa
6 MPa az 16 MPa | Pretlak, absolutni tlak  plyn, kapalina* 0,015 % + 0,98 kPa
16 MPa az 60 MPa | Pfetlak, absolutni tlak  kapalina* 0,046 % + 0,11 kPa
60 MPa az 100 MPa 0,012 % + 8,2 kPa
70 kPa az 120 kPa | Barometricky tlak 0,058 kPa

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového &isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(vEetné v§ech zmén).

Vysledny tlak je souctem relativniho a barometrického tlaku. Vysledna nejistota je tvofena nejistotou relativniho a barometrického tlaku.
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor mérené veli¢iny: Teplota
Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Jmenovity rozsah Paravr? ett:(y) Nejnii§3’ lldéyané - . Ide.ntifivke}ce Praco-
g1 - o . méfené rozSifena Princip kalibrace kalibra¢niho | * .. .
Cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. velitiny | nejistota mé&ieni? postupu?® visSte
1* | Termoelektrické ¢lanky Porovnéni s etalonovym odporovym snimac¢em v kapalinové |KP 1/T 1,4
-40 °C az 0°C 0,6 °C  |l&zni
Porovnani s etalonovym odporovym snimac¢em v blokové
0°C 0,6 °C  |picce
0°C az 100 °C 0,6 °C
100 °C az 250 °C 0,7°C
250 °C az 600 °C 0,8°C
Porovnani s etalonovym termoelektrickym snimacem
600 °C az 800°C 1,5°C |v horizontalni picce
800 °C az 1200 °C 2,2°C
2* |Odporové snimace teploty, Porovnani s etalonovym odporovym snimacem v kapalinové KP 2/T 4
odporové snimage teploty lazni a/nebo blokové picce
s pfevodnikem -40 °C az 0°C 0,07 °C
0°C 0,05°C
0°C az 100 °C 0,08 °C
100 °C az 250 °C 0,10 °C
Porovnéni s etalonovym odporovym snimac¢em v blokové
250 °C az 350 °C 0,43 °C |picce
350 °C az 600 °C 0,62 °C
3* |Teploméry sklenéné Porovnani s etalonovym odporovym snimaéem v kapalinové [KP 3/T 1,4
-40 °C az 0°C 0,20 °C |l&zni
0°C 0,05°C
0°C az 100 °C 0,14 °C
100 °C az 250 °C 0,15°C
250 °C az 300 °C 0,30 °C
4* |Ptimoukazujici métidla teploty Porovnani s etalonovym ptimoukazujicim métidlem teploty |[KP 4/T 1,4
-80°C az -40°C 0,3°C |ve vertikalni elektrické peci
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

. . C g ity Parametr(y) |NejniZ8i udivana Identifikace
él;;)l:;'l K;?:;;‘;‘;;l‘;;l;;za/ . J_menowty rozean - méf'ené(y) : rozsifena Princip kalibrace kalibraéniho P:;:g_
min  jedn. max jedn. | veli¢iny |nejistota méfeni postupu®
Porovnani s etalonovym odporovym snimacem v kapalinové
-40 °C az 0°C 0,07 °C |l&zni
0°C 0,06 °C
0°C az 100 °C 0,09 °C
100 °C az 250°C 0,10 °C
Porovnani s etalonovym odporovym snimacem v blokové
250 °C az 350°C 0,44 °C |picce
350 °C az 600 °C 0,62 °C
Porovnani s etalonovym termoelektrickym snima¢em
600 °C az 800 °C 1,6 °C  |v horizontalni picce
800 °C az 1200 °C 2,2°C
5* |Regulétory a ukazovatele Simulace termoelektrickych snimaci teploty stejnosmérnym [KP 5/T 1,4
-270 °C az 0°C Typ K 0,3°C  |napétim
0°C az 1370 °C Typ K 0,3°C
-50 °C az 0°C Typ S 0,9°C
0°C az 1780°C Typ S 0,6°C
200 °C az 500 °C Typ B 15°C
500 °C az 1820 °C Typ B 0,6 °C
0°C az 1768 °C TypR 0,6 °C
-210 °C az 0°C TypJ 0,2°C
0°C az 1200 °C TypJ 0,2°C
-270 °C az 0°C Typ N 0,2°C
0°C az 1300 °C Typ N 0,2°C
Simulace odporovych snimact teploty DC elektrickym
-200 °C az -50°C RTD 0,05 °C |odporem
-50 °C az 850°C RTD 0,05 °C
6* |Bezdotykové teploméry Piimé méfeni na etalonovém Cerném télese, porovnani KP 6/T 1,4
-30 °C az 23 °C 2,2°C |s etalonovym bezdotykovym teplomérem
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

vlj 01‘*.1 Kalibm‘:ané ‘feliéina/ Jmenovity rozsan Pa:fén;;t.:z(y) Nejl:ioi:;ilrvlgj; e Princip kalibrace ligﬁrl:trliléljl?fli Pr.av\cs)-
Cislo Predmét kalibrace min  jedn. max  jedn. veliiny | nejistota mé&¥eni? postupu?® VISt
23°C az 150°C 2,1°C
150°C  az 250°C 2,2°C
250°C az 350°C 25°C
350°C az 500°C 3,0°C
7* |Ptimoukazujici teploméry jako Porovnani s etalonovym digitalnim teplomérem v prostoru  |KP 22/T 1,4
soucast klimatiza¢nich a komory (charakterizace)
teplotnich komor a lazni -80 °C az 250°C 1,0°C
250°C az 600°C 11°C
600°C az 700°C 1,7°C
700°C az 850°C 1,9°C
850 °C az 1200 °C 29°C
8* |Ptimoukazujici teploméry a Porovnani s etalonovym digitalnim teplomérem v prostoru  [KP 21/T 1
teplotni fetézce jako soucast komory (charakterizace podle normy AMS 2750)
klimatiza¢nich a teplotnich
komor a lazni -20 °C az 250 °C 1,0°C
250 °C az 600 °C 1,1°C
600°C az 700°C 1,7°C
700°C az 850°C 19°C
850 °C az 1000 °C 29°C
9* |Regulatory a ukazovatele Simulace termoelektrickych snimaci teploty stejnosmérnym [KP 21/T 1
teploty klimatiza¢nich a napé&tim (charakterizace podle normy AMS 2750)
teplotnich komor a lazni -20 °C az 1370°C Typ K 0,3°C
-20°C a7z 1300°C Typ N 0,2°C
0°C az 1780°C Typ S 0,6 °C
200 °C az 500 °C Typ B 15°C
500°C az 1800°C TypB 0,6 °C
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy nizs$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmeén).
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:

Elektrické veliciny

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Po¥. Kalibrovana veli¢ina/ Jmenovity rozsah p o e NejnizZsi udavana rozsirena L : Ide.ntifivka}ce Praco-
<11 - 9 R arametr(y) méi'ené veli¢iny . “y Princip kalibrace |kalibraéniho| ... .
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
1* | Stejnosmérné napéti / Generovani KP 1/E, 1
meétidla stejnosmeérného napéti KP 2/E,
napéti (digitalni a etalonovym KP 3/E,
analogové multimetry, kalibratorem KP 18/E
voltmetry, osciloskopy,
zkuSebni, kontrolni a
testovaci zatizeni a
jejich casti) OomVvV az 1 mVv 1,3 Vv
1mV az 20 mV 1,7 pv
20mV  az 100 mV 2,1 pv
100 mV  az 200 mV 3,4 pv
200mV  az 500 mV 0,5 pv
500 mV  az 900 mV 0,0011 %
09V az 15V 0,0009 %
15V az 2V 0,0008 %
2V az 4V 0,0007 %
4V az 10V 0,00055 %
0oV az 20V 0,00051 %
20V az 40V 0,0011 %
40V az 100V 0,000 94 %
100 V az 200V 0,000 82 %
200V az 400 V 0,0014 %
400 V az 1100V 0,0013 %
1100 V az 6000V 0,6 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

. . L ey Jmenovity rozsah s evwr 1o . T Identifikace _
VI,’Olr'l K;yb; 0‘:2:];(3 l\f;llcma/ Parametr(y) méfené veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace |kalibraéniho Prfi?
Cislo redmet kKalibrace min jedn. max jedn. nejistota mereni pOStUpUa Vviste

2* | Stejnosmérné napéti / Pfimé méteni KP 8/E 1
zdroje a kalibratory etalonovym
stejnosmérného napéti, multimetrem
multifunkéni
kalibratory, zkusebni,
kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich casti,
vysokonapétové testery OmVv az 120 mV 0,00096 % + 0,71 uVvV

120mVvV  az 1200 mV 0,00072 % + 4,6 pVvV
1,2V az 12V 0,00060 % + 4,6 uV
12V az 120V 0,00088 % + 29 uVv
120V az 1100V 0,00098 % + 82 uVv
Méteni
etalonovym
multimetrem s vn
1100 V az 11000 V 0,6 % sondou

3* |Stejnosmérny proud / Generovani KP 1/E, 1
métidla stejnosmérného proudu KP 2/E,
napéti (digitalni a etalonovym KP 3/E
analogové multimetry kalibratorem
ampérmetry, zkusebni,
kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich ¢asti,
proudové sondy) OpA  az 2 uA 3,8nA

2uA  az 10 pA 4,5nA

10pA az 20 uA 55nA
20pA az 40 pA 0,027 %
40 pA az 100 pA 0,019 %
100 pA  az 200 uA 0,015 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsan Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
200 pA  az 200 mA 0,011 %
200mA  az 400 mA 0,027 %
400 mA  az 1A 0,019 %
1A az 2A 0,015 %
2A az 3A 0,045 %
Porovnani
s proudem
méfenym
etalonovym
boénikem
3A az 4 A 0,038 % s multimetrem
4 A az 30A 0,035 %
30A az 50 A 0,15 %
50 A az 100 A 0,28 %
Stejnosmérny proud / Generovani
klestovy ampérmetry a proudu
multimetry, kle§tové etalonovym
proudové sondy 1A az 5A 0,2 % kalibratorem
Simulace
etalonového
proudu pomoci
kalibratoru a
5A az 750 A 0,13 % proudové civky
4* | Stejnosmérny proud / Pfimé méfeni KP 1/E, 1
zdroje proudu, zkuSebni, etalonovym KP 2/E,
kontrolni a testovaci multimetrem KP 3/E
zatizeni a jejich Casti OpA  az 12 uA 0,0045 % + 6,0 nA
12 A az 120 pA 0,0050 % + 6,7 nA
120 WA az 1,2 mA 0,0050 % + 4,5 nA
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina, vy g lewe Nejnizsi udavana rozsifena . . e, Praco-
él';()l Pi':)dl(:l‘:'at kalif)rzclce / min e o jedn Parametr(y) méfené veli¢iny < n:jilslg) ta mél"e(;n'sz ¢ Princip kalibrace kaélol:t'zg:aho Viste
1,2mA az 12 mA 0,0044 % + 0,045 pA
12mA az 120 mA 0,0065 % + 0,45 pA
120 mA  az 1,05 A 0,016 % + 9,8 pA
Nepiimé méfeni | KP 8/E
etalonovym
boc¢nikem a
1,05A az 12 A 0,0073 % + 25 pA multimetrem
12 A az 20 A 0,0058 % + 4 pA
20 A az 50 A 0,042 % + 61 pA
50 A az 100 A 0,047 %
Stejnosmérny proud / Pfimé méteni KP 8/E 1
zdroje proudu etalonovym
klestovym
1A az 40 A 3,8% multimetrem
40 A az 100 A 5%
100 A az 250 A 4%
250 A az 400 A 2,5%
400 A az 1000 A 2%

5* |Stiidavé napéti / Generovani KP 1/E, 1
digitalni, analogové napéti KP 2/E,
multimetry voltmetry, etalonovym KP 3/E,
osciloskopy, zkusebni, kalibratorem KP 18/E
kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich Casti 0,lmV az 1mV |10 Hz az 100 kHz 8 uv

100 kHz az 300 kHz 18 uv
300 kHz az 1| MHz 34 uVv
I1mV az 10 mV |10 Hz az 100 kHz 15 uv
100 kHz az 300 kHz 30 uv
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

k| Nttt ST ot ety | VUM iy bt "1
300 kHz az 1 MHz 70 uv
10mV az 20 mV |10 Hz az 30 kHz 13pVv
30 kHz az 100 kHz 18 uv
100 kHz az 300 kHz 45 pv
300 kHz az 1 MHz 110 pVv
20mV  az 40 mV |10 Hz az 30 kHz 17 pv
30 kHz az 100 kHz 29 uv
100 kHz az 300 kHz 75 uwv
300 kHz az 1 MHz 270 uwv
40mV  az 200 mV |10 Hz az 30 kHz 0,045 %
30 kHz az 100 kHz 0,075 %
100 kHz az 300 kHz 0,2 %
300 kHz az 1 MHz 0,7 %
200mV  az 400 mV |10 Hz az 300 Hz 0,04 %
300 Hz az 30 kHz 0,03 %
30 kHz az 100 kHz 0,04 %
100 kHz az 300 kHz 0,1 %
300 kHz az 1 MHz 0,55 %
04V az 1V |10Hzaz 300 Hz 0,022 %
300 Hz az 30 kHz 0,016 %
30 kHz az 100 kHz 0,025 %
100 kHz az 300 kHz 0,07 %
300 kHz az 1 MHz 0,47 %
1V az 2V 10 Hz az 300 Hz 0,015 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Jmenovity rozsah

Identifikace

k| Nttt ST ot ety | VUM iy bt "1

300 Hz az 30 kHz 0,01 %

30 kHz az 100 kHz 0,02 %

100 kHz az 300 kHz 0,05 %

300 kHz az 1 MHz 0,43 %

2V az 4V |10 Hz az 300 Hz 0,03 %
300 Hz az 30 kHz 0,02 %

30 kHz az 100 kHz 0,03 %

100 kHz az 300 kHz 0,11 %

300 kHz az 1 MHz 0,55 %

4V az 10V 10 Hz az 300 Hz 0,02 %
300 Hz az 30 kHz 0,013 %

30 kHz az 100 kHz 0,02 %

100 kHz az 300 kHz 0,086 %

300 kHz az 1 MHz 0,47 %

0oV az 20V |10 Hz az 300 Hz 0,015 %
300 Hz az 30 kHz 0,01 %

30 kHz az 100 kHz 0,015 %

100 kHz az 300 kHz 0,075 %

300 kHz az 1 MHz 0,42 %

20V az 40V 10 Hz az 300 Hz 0,03 %
300 Hz az 30 kHz 0,019 %

30 kHz az 100 kHz 0,035 %

100 kHz az 300 kHz 0,11 %

300 kHz az 1 MHz 0,15%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

o« . . exe Jmenovity rozsah e evwr  ax . v s Identifikace _
VI,’Olr'l K;yb; 0‘:2:];(3 l\f;llcma/ Parametr(y) méiené veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace |kalibraéniho Prfi?
dislo Fedmét kalibrace min  jedn. max jedn. nejistota méieni postupu? visté

0V az 100V |10 Hz az 300 Hz 0,022 %
300 Hz az 10 kHz 0,01 %
10 kHz az 30 kHz 0,014 %
30 kHz az 100 kHz 0,03 %
100 kHz az 200 kHz 0,08 %
100V az 200V |10 Hz az 300 Hz 0,02 %
300 Hz az 30 kHz 0,01 %
30 kHz az 100 kHz 0,023 %
100 kHz az 200 kHz 0,065 %
200 V az 750V |45 Hz az 300 Hz 0,03 %
300 Hz az 10 kHz 0,025 %
10 kHz az 30 kHz 0,03 %
30 kHz az 100 kHz 0,15 %
750 V az 1100V |45 Hz az300 Hz 0,027 %
300 Hz az 10 kHz 0,022 %
10 kHz az 30 kHz 0,025 %
Porovnani
s etalonovym
multimetrem
1100 V az 5000V |40 Hz az 100 Hz 2% s VN sondou
6* | Stiidavé napéti/ zdroje a Pfimé méteni KP 8/E 1
kalibratory stejnosmémého etalonovym
napéti, multifunk&ni multimetrem
kalibratory, zkusebni,
kontrolni a testovaci
zafizeni, jejich casti,
vysokonapét'ove testery 0,lmV az 12 mV |1 Hzaz 40 Hz 0,062 % + 3,5 uv
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

k| Nttt ST ot ety | VUM iy bt "1
40 Hz az 1 000 Hz 0,048 % + 1,4 uVvV
1 kHz az 20 kHz 0,048 % + 1,4 uVv
20 kHz az 50 kHz 0,13% + 1,4 uVv
50 kHz az 100 kHz 06% + 1,4 uv
100 kHz az 300 kHz 4,7% +2,4 uv
12mV  az 120 mV |1 Hz az 40 Hz 0,036 % + 2,8 uVv
40 Hz az 1 000 Hz 0,017 % + 1,7 uVv
1 kHz az 20 kHz 0,017% + 1,7 uv
20 kHz az 50 kHz 0,038 % + 1,7 uVv
50 kHz az 100 kHz 0,13% +19 uv
100 kHz az 300 kHz 0,37 % + 12 pv
300 kHz az 1 MHz 1.2%+ 11 pVv
120mV  az 1,2V |1 Hzaz40Hz 0,028 % + 32 uVvV
40 Hz az 1 000 Hz 0,01 % + 22 Vv
1 kHz az 20 kHz 0,01 % + 22 v
20 kHz az 50 kHz 0,035 % + 22 pVv
50 kHz az 100 kHz 0,093 % + 23 uVvV
100 kHz az 300 kHz 0,35 % + 120 uVv
300 kHz az 1 MHz 1,2 % + 80 uV
12V az 12V |1 Hzaz40Hz 0,028 % + 320 uVv
40 Hz az 1 000 Hz 0,0093 % + 220 uVv
1 kHz az 20 kHz 0,0093 % + 220 uV

20 kHz az 50 kHz
50 kHz az 100 kHz
100 kHz az 300 kHz
300 kHz az 1 MHz

0,035 % + 220 pVv

0,093 % + 230 uVv

0,35% + 1,2 mV
1,2% + 0,77 mV
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
12V az 120V |1 Hzaz40 Hz 0,036 % + 3,8 mV
40 Hz az 1 000 Hz 0,024 % + 2,2 mV
1 kHz az 20 kHz 0,024 % + 2,2 mV
20 kHz az 50 kHz 0,041% + 2,2 mV
50 kHz az 100 kHz 0,14 % + 2,3 mV
100 kHz az 300 kHz 0,47 % + 12 mV
300 kHz az 1 MHz 1,2% + 16 mV
120V az 700V |1 Hzaz40Hz 0,047 % + 46 mV
40 Hz az 1 000 Hz 0,047 % + 23 mV
1 kHz az 20 kHz 0,047 % + 23 mV
20 kHz az 50 kHz 0,014 % + 23 mV
50 kHz az 100 kHz 0,24 % + 23 mV
Me¢ieni KP 8/E 1
etalonovym
multimetrem
1100 V az 15000V |40 Hz az 100 Hz 2% s VN sondou
7* | Sttidavé napéti, Meéteni KP 8/E 1
vrcholova a etalonovym
mezivrcholova hodnota osciloskopem?®
periodickych
neharmonickych signali
/ zdroje neharmonickych
a impulsnich signalu, y
pulsni testery Sitka pasma: Impedance:
10mV az 5V |1 Hzaz 300 kHz, Z=50Q 1,8%
300 kHz az 2 GHz 4,0%
5V az 38V |1 Hzaz 300 kHz, Z=500Q 29%
300 kHz az 1 GHz 45 %
10mV az 40V |1 Hzaz 300 kHz, Z=1MQ 1,8%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina/ v r o tewe Nejnizsi udavana rozsifena — . e, Praco-
Cislo! Predmét kalibrace i jedn e jodn, Parametr(y) méiené veli¢iny 1 nejistota meFeni? Princip kalibrace kaélol:t'zg:jlaho Viste
300 kHz az 400 MHz 40%
0V az 400V |1 Hzaz400 MHz Z=10 MQ 4,5 %
40V az 1000V |1 Hzaz400 MHz Z=66,7 MQ 4,5 %
8* |Amplituda impulsu, Me¢ieni KP 8/E 1
vrcholova a etalonovym
mezivrcholova hodnota osciloskopem
napéti / zdroje S napétovou
neharmonickych a sondou
impulsnich signald, doba nabehu:
pulsni testery 10mVvV az 40V |z=1MQ >1,3ns 4,0 %
0V az 5000V |Z=50kQ >140 ns 5,6 %
10V az 5000V |Zz=1kQ >4,2 ns 5,0%
1V az 5000V |z=50Q >3,5ns 4,9 %
9* |Sttidavy proud, Me¢fteni KP 8/E 1
vrcholova a etalonovym
mezivrcholova hodnota / osciloskopem
zdroje neharmonickych a S bo¢nikem nebo
impulsnich signald, s klestovou
pulsni testery 100 mA  az 15A |l Hzaz20kHz 2,7% sondou
15A az 15A |1 Hzaz20kHz 24 %
Méteni
etalonovym
osciloskopem
doba nab¢hu: s proudovym
1A az 2500 A >140 ns 49 % bocénikem
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
10* | Sttidavy proud / Generovani KP 1/E, 1

digitalni, analogové proudu KP 2/E,
multimetry a etalonovym KP 3/E
ampérmetry, zkusebni, kalibratorem
kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich casti,
proudove sondy 1uA  az 10 pA |10 Hz az 1 kHz 0,015 pA
1 kHz az 5 kHz 0,02 pA
10 A  az 50 pA |10 Hz az 1 kHz 0,025 pA
1 kHz az 5 kHz 0,035 pA
50 uA  az 100 pA |10 Hz az 1 kHz 0,035 pA
1 kHz az 5 kHz 0,06 pA
100 pA  az 200 pA |10 Hz az 1 kHz 0,035 %
1 kHz az 5 kHz 0,06 %
200 pA  az 400 pA (10 Hz az 1 kHz 0,071 %
1 kHz az 5 kHz 0,083 %
400 pA  az 800 uA (10 Hz az 1 kHz 0,045 %
1 kHz az 5 kHz 0,06 %
800 pA az 2mA [10Hzaz 1 kHz 0,03 %
1 kHz az 5 kHz 0,045 %
2mA  az 3mA |10 Hzaz 1 kHz 0,075 %
1 kHz az 5 kHz 0,085 %
3mMA az 4 mA |10 Hz az 1 kHz 0,055 %
1 kHz az 5 kHz 0,065 %
4mA az 8 mA |10 Hz az 1 kHz 0,045 %
1 kHz az 5 kHz 0,06 %
8mA az 20 mA |10 Hz az 1 kHz 0,033 %
1 kHz az 5 kHz 0,045 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina, v r o tewe Nejnizsi udavana rozsifena — . e, Praco-
él';()l Pi':)dl(:l‘:'at kalif)rzclce / min e o jedn Parametr(y) méfené veli¢iny < n:jilslg) ta mél"e(;n'sz ¢ Princip kalibrace kaélol:t'zg:aho Viste
20mA az 30 mA |10 Hz az 1 kHz 0,075 %
1 kHz az 5 kHz 0,085 %
30mA az 40 mA |10 Hz az 1 kHz 0,055 %
1 kHz az 5 kHz 0,065 %
40 mA  az 80 mA |10 Hz az 1 kHz 0,045 %
1 kHz az 5 kHz 0,055 %
80mA az 200 mA |10 Hz az 1 kHz 0,03 %
1 kHz az 5 kHz 0,045 %
200mA  az 300 mA |10 Hz az 1 kHz 0,15 %
1 kHz az 5 kHz 2%
300 mA az 800 mA (10 Hz az 1 kHz 0,1%
1 kHz az 5 kHz 0,15 %
800mA az 2000mA |10Hzaz1kHz 0,06 %
1 kHz az 5 kHz 0,11 %
2A az 4 A 10 Hz az 1 kHz 0,1 %
1 kHz az 5 kHz 0,2 %
5kHz az 10 kHz 0,5%
10 kHz az 20 kHz 2%
4 A az 6 A 10 Hz az 1 kHz 0,07 %
1 kHz az 5 kHz 0,14 %
5kHz az 10 kHz 0,38 %
10 kHz az 20 kHz 1.5%
6 A az 11 A 10 Hz az 1 kHz 0,07 %
1 kHz az 5 kHz 0,13 %
5kHz az 10 kHz 0,35%
10 kHz az 20 kHz 1,3%
11 A az 20 A |40 Hz az 400 Hz 0,35 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
Porovnani KP 1/E, 1
s proudem KP 2/E,
méfenym KP 3/E
etalonovym
boénikem
20 A az 30 A |40 Hz az 300 Hz 0,1% s multimetrem
30 A az 50 A |40 Hz az 250 Hz 1,2%
50 A az 100 A |40 Hz az 160 Hz 2%
Klestové ampérmetry a Piimé generovani | KP 1/E
klestové proudové proudu
sondy 1A az 5A |40 Hz az 300 Hz 0,25 % kalibratorem
Simulace
etalonového
proudu pomoci
kalibrétoru a
5A az 20 A |40 Hz az 300 Hz 0,16 % proudové civky
20A az 30 A |40 Hz az 300 Hz 0,33 %
30 A az 100 A |40 Hz az 300 Hz 0,25 %
100 A az 250 A |40 Hz az 300 Hz 0,35 %
250 A az 750 A |40 Hz az 300 Hz 0,2%
11* |Stfidavy proud / zdroje Piimé méfeni KP 8/E 1
proudu etalonovym
1uA  az 120 pyA |10 Hz az 20 Hz 0,46 % + 35 nA multimetrem
20 Hz a7 45 Hz 0,17 % + 35 nA
45 Hz az 100 Hz 0,07 % + 35 nA
100 Hz az 1 000 Hz 0,071 % + 35 nA
1 kHz az 5 kHz 0,061 % + 35 nA
5 kHz az 20 kHz 0,061 % + 35 nA
120 yA  az 1,2 mA (10 Hz az 20 Hz 0,46 % + 230 nA
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
20 Hz az 45 Hz 0,17 % + 230 nA
45 Hz az 100 Hz 0,07 % + 230 nA
100 Hz az 1 000 Hz 0,037 % + 230 nA
1 kHz az 5 kHz 0,044 % + 230 nA
5 kHz az 20 kHz 0,044 % + 230 nA
1.2mA az 12 mA |10 Hz az 20 Hz 0,46 % + 2,3 pA
20 Hz az 45 Hz 0,17 % + 2,3 pA
45 Hz az 100 Hz 0,07 % + 2,3 uA
100 Hz az 1 000 Hz 0,037 % + 2,3 uA
1 kHz az 5 kHz 0,041 % + 2,3 uA
5 kHz az 20 kHz 0,041 % + 2,3 uA
12mA az 120 mA |10 Hz az 20 Hz 0,46 % + 23 A
20 Hz az 45 Hz 0,17 % + 23 A
45 Hz az 100 Hz 0,07 % + 23 pA
100 Hz az 1 000 Hz 0,037 % + 23 pA
1 kHz az 5 kHz 0,04 % + 23 pA
5 kHz az 20 kHz 0,04 % + 23 pA
120mA  az 1A |10Hzaz20Hz 0,46 % + 230 pA
20 Hz az 45 Hz 0,17 % + 230 pA
45 Hz az 100 Hz 0,07 % + 230 pA
100 Hz az 1 000 Hz 0,12 % + 230 pA
1 kHz az 5 kHz 0,13 % + 230 pA
5 kHz az 20 kHz 0,13 % + 230 pA

11_01-P508b K-20221122

Strana 26 z 75




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

o« . . exe Jmenovity rozsah e evwr  ax . v s Identifikace _
VI,’Olr'l K;yb; 0‘:2:];(3 l\f;llcma/ Parametr(y) méfené veli¢iny Ne‘]anS{ .utdzlvana:vroz'szlrena Princip kalibrace |kalibraéniho Prfi?
Cislo redmet kKalibrace min jedn. max jedn. nejistota mereni pOStUpUa Vviste

Nepiimé méieni | KP 8/E 1
multimetrem
s etalonovym
12 A az 12A |40Hzaz 1kHz 0,14 % + 330 pA boénikem
1 kHz az 20 kHz 0,15 % + 41 pA
12A az 20 A |40Hz aZz 1 kHz 0,14 % + 420 pA
1 kHz az 20 kHz 0,15 % + 490 pA
20 A az 50 A |40 Hz az 250 Hz 1% + 44 uA
50 A az 100 A |40 Hz az 250 Hz 2% + 48 pA
Meéteni KP 8/E 1
etalonovym
klestovym
1A az 40 A |40 Hz a7 300 Hz 12%+05A ampérmetrem
40 A az 400 A |40 Hz az 300 Hz 06%+5A
400 A az 1500A |40 Hzaz 150 Hz 0,6% +23A
12* |Stejnosmérny odpor / Piimé méteni KP 1/E, 1
ohmmetry, testovaci, fixnich KP 2/E
zku$ebni a kontrolni odporovych
zafizeni a jejich Casti 0Q 20 pQ etalont
0,1 mQ 6 nQ
1 mQ 50 nQ
0,01 Q 0,3 uQ
0,1Q 2 uQ
10 12 pQ
10Q 200 pQ
100 O 1,2 mQ
1kQ 14 mQ
10 kQ 0,14 Q
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

o« . . exe Jmenovity rozsah e evwr  ax . v s Identifikace _
VI,’or.l Kallbrm:ana \fehcma/ Parametr(y) méiené veli¢iny Ne‘]anS{ .udavana:vroz'szlrena Princip kalibrace |kalibraéniho Prilc?
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté

100 kO 1,70
1 MQ 30Q
10 MQ 60 Q
100 MQ 9kQ
1GQ 0,4 MQ
10 GO 0,4 GQ
100 GQ 5GQ
1TQ 100 GQ
13* | Stejnosmérny odpor / Porovnani KP 6/E 1
etalonové odpory, pomérovou
proudové boéniky m?EOdS)U -’b .
merenim ubytku
napéti pii
konstantnim
0,1 mQ 10 nQ méficim proudu
1mQ 70 nQ
0,01 Q 0,4 uQ
0,10 3 uQ
10 20 pQ
10Q 250 pQ
100 Q 1,5 mQ
1kQ 40 mQ
10 kQ 04Q
100 kQ 7Q
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

VI,’OF'l Kalibrm:ané \feliéina/ Jmenovity rozsah Parametr(y) méiené veli¢iny Nejnii§1:.udévanajvroz'izil"ené Princip kalibrace ll(gleirll)?lléljle;:li Pr.;ilc?_
cislo Piedmét kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méreni postupu? visté
Porovnani
pomérovou
metodou -
merenim
etalonoveho a
kalibrovaného
1 MQ 40 Q odporu
10 MQ 700 Q
100 MQ 12 kO
1GQ 0,6 MQ
14* | Stejnosmérny odpor / Piimé méteni KP 8/E 1
odpory, kalibratory, etalonovym
simulatory, zkusebni, multimetrem
kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich Casti 0Q az 12Q 0,002 % + 78 pQ
120 az 120 0 0,0016 % + 570 puQ
0,12k az 1,2 kQ 0,0014 % + 540 uQ
12kQ  az 12 kQ 0,0014 % + 5,4 mQ
12kQ  az 120 kQ 0,0016 % + 45 mQ
0,12 MQ  az 1,2 MQ 0,0026 % +1,9Q
12MQ  az 12 MQ 0,0068 % + 110 Q
12MQ  az 120 MQ 0,058 % + 1,3 kQ
0,12GQ  az 1,2 GQ 0,57 % + 0,35 MQ
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

Por. Kalibrovana veli¢ina/ vy g lewe Nejnizsi udavana rozsirena . . F Praco-
Cislo! Predmét kalibrace i jedn e jodn, Parametr(y) méiené veli¢iny nejistota meFeni? Princip kalibrace kaélol:t'zg:jlaho Viste
Nepiimé KP 6/E
porovnani —
metoda
odporového
délic¢e buzeného
konstantnim
0,1 MQ az 1 MQ 0,004 % méficim napétim
1MQ az 10 MQ 0,01 %
10MQ az 200 MQ 0,02 %
200 MQ  az 500 MQ 0,03 %
500 MQ az 1000 MQ 0,1%
1000 MQ2  az 2000 MQ 0,2%
2000 MQ az 5000 MQ 0,3%
5000 MQQ az 10000 MQ 0,5%
10000 MQ az 50000 MQ 1%
50000 MQ  az 100000 MQ 2%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

¥

Jmenovity rozsah

Identifikace

vl? or.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Parametr(y) mérené veliiny Nej niiéi .udévan::lvrozgﬁ"ené Princip kalibrace | kalibraé¢niho Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
15 |Vysokofrekvenéni troven (napéti) Nepiimé porovnani | KP 13/E, 1

/ vt voltmetry, méfici piijimace, s etalonovym vf KP 18/E
syntezatory, osciloskopy, wattmetrem
spektralni a obvodové
analyzatory, radiokomunikacni a
radionavigacni testery, simulatory
a imitatory (ATC, DME,
TACAN, TCAS, VOR-ILS) 20dBuV az 47 dBpVv
(10 pv  az 224 uVv) 10,1 MHz az 1,4 GHz 4%
1,4 GHz az 2,08 GHz 35%
47 dBuV az 67 dBuV
(224 pv  az 2,24 mV) |10 MHz az 30 MHz 4%
30 MHz az 2,08 GHz 35%
67 dBuV az 87 dBuV
(224mV  az  224mV) |10 MHz a7z 30 MHz 4%
30 MHz az 2,08 GHz 3,5%
87 dBuV az 117 dBuV
(224mV  az 707 mV) |100 kHz az 300 kHz 17 %
300 kHz az 600 kHz 14 %
600 kHz az 1 MHz 8,5%
1 MHz az 1,3 GHz 2,6 %
1,3 GHz az 2,08 GHz 3,2%
117 dBuV az 137 dBuV
(707 mV  az 7,07 V) 100 kHz az 300 kHz 17 %
300 kHz az 600 kHz 14 %
600 kHz az 1 MHz 8,5%
1 MHz az 1,3 GHz 3,5%
1,3 GHz az 2,08 GHz 4%
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

vl?of'.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) mérené veliiny Nejniiéi.udévanévrozrézif‘ené Princip kalibrace l!gleig?:élflél}fli Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
137 dBuV az 147 dBuV
(7,07 Vv az 22,4V) 100 kHz az 2,08 GHz 2,9%
147 dBuV az 152 dBuV
22,4V az 39,0 V) 100 kHz az 2,08 GHz 3,7%

16 |Vysokofrekvenéni Groveti (napéti) Nepiimé méfeni vf | KP 11/E, 1
/ vf generétory obvodové napéti - méfenim vf | KP 12/E
analyzatory, radiokomunikacni a vykonu na
radionavigacni testery, simulatory impedanci 50 Q8
a imitatory (ATC, DME,

TACAN, TCAS, VOR-ILS) 20dBuV az 47 dBuV
(10pV  az  224puV) 0,1 MHzaz 1,4 GHz 4%
1,4 GHz az 2,08 GHz 3,5%
47 dBpV 67 dBuV
224V az  224mV)
10 MHz az 30 MHz 4%
30 MHz az 2,08 GHz 35%
67 dBuV 87 dBuV
24V az  224mV)
10 MHz az 30 MHz 4%
30 MHz az 2,08 GHz 35%
87 dBuV 117 dBuV
(224 mV  az 707 mV)
100 kHz az 300 kHz 17 %
300 kHz az 600 kHz 14 %
600 kHz az 1 MHz 8,5%
1 MHz az 1,3 GHz 2,6 %
1,3 GHz az 2,08 GHz 3,2%

11_01-P508b K-20221122

Strana 32z 75




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
ot . Parametr(y) mérené veliiny . v o Princip kalibrace | kalibraéniho | .. .
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
117 dBuV 137 dBuV
(707 mV  az 7,07 V)
100 kHz az 300 kHz 17 %
300 kHz az 600 kHz 14 %
600 kHz az 1 MHz 8,5 %
1 MHz az 1,3 GHz 3.5%
1,3 GHz az 2,08 GHz 4 %
137 dBuV az 147 dBpV
(7,07Vv az 22,4 V) 100 kHz az 2,08 GHz 29%
147 dBuV az 152 dBuVv
224V az 39,0 V) 100 kHz az 2,08 GHz 3,7%
17* | Vysokofrekvencni tiroven Pfimé méteni KP 15/E 1
(vykon) / oscilatory, obvodové etalonovym méficim
analyzéatory, testery pfijima¢em
radiokomunikaéni a
radionavigacni testery, simulatory
a imitatory (ATC, DME,
TACAN, TCAS, VOR-ILS) 1pW  az 2,5 pW
(-90 dBm  az -86 dBm) |10 MHz az 20 MHz 8,7%
20 MHz az 50 MHz 6,5 %
50 MHz az 7 GHz 6,2 %
25pW  az 800 pW
(-86 dBm -61 dBm) |10 MHz az 20 MHz 78%
20 MHz az 50 MHz 52 %
50 MHz az 7 GHz 4,8 %
Meéfeni etalonovym | KP 15/E
800 pW  az 2 nW vf wattmetrem
(-61 dBm az -57 dBm) |10 MHz az 20 MHz 8,5%
20 MHz az 50 MHz 6,2 %

11_01-P508b K-20221122

Strana 33z 75




Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntlflvka}ce Praco-
ot . Parametr(y) mérené veliiny . v o Princip kalibrace | kalibraéniho | .. .
Cislo kalibrace min  jedn max  jedn nejistota méfeni postupu? visté
50 MHz az 7 GHz 55 %
7 GHz az 15 GHz 6,0 %
15 GHz az 18 GHz 6,6 %
2nW  az 10 pW
(-57 dBm  az -20 dBm) |10 MHz az 20 MHz 7,5 %
20 MHz az 50 MHz 4,8 %
50 MHz az 7 GHz 3,9%
7 GHz az 15 GHz 4,5 %
15 GHz az 18 GHz 5,4 %
10 yW  az 100 uW
(-20dBm  az -10 dBm) |100 kHz az 300 kHz 7,3%
300 kHz az 1 MHz 4,0 %
1 MHz az 50 MHz 3,6 %
50 MHz az 1 GHz 3,0 %
1 GHz az 2 GHz 3,7%
2 GHz az 15 GHz 4,8 %
15 GHz az 18 GHz 51%
18 GHz az 20 GHz 55 %
20 GHz az 26,5 GHz 4,6 %
26,5 GHz az 40,8 GHz 6,0 %
100 yW  az 10 mwW
(-10 dBm az +10 dBm) (100 kHz az 300 kHz 7,7%
300 kHz az 1 MHz 41 %
1 MHz az 50 MHz 34%
50 MHz az 1 GHz 2,6 %
1 GHz az2 GHz 3.7%
2 GHz az 15 GHz 46 %
15 GHz az 18 GHz 49 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Por. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah s ey Nejniz$i udavana rozsifena incio kalib Ide.ntlflvka}ce Praco-
Zislot kalibrace : - - Parametr(y) méfené veliciny nejistota méFen;? Princip kalibrace | kalibra¢niho Viste
3
min  jedn. max  jedn. postupu
18 GHz az 20 GHz 53%
20 GHz az 26,5 GHz 43%
26,5 GHz az 40,8 GHz 56 %
10mW az 100 W
dBm az +20 dBm) (100 kHz aZ 300 kHz 6,2 %
300 kHz az 1 MHz 6,2 %
1 MHz az 10 MHz 54%
10 MHz az 50 MHz 4,6 %
50 MHz az 1 GHz 4,4 %
1 GHz az 15 GHz 58 %
15 GHz az 18 GHz 6,0 %
18 GHz az 20 GHz 6,4 %
20 GHz az 26,5 GHz 55 %
26,5 GHz az 40,8 GHz 6,5 %
100 mW  az 3w
(+20dBm  az +33 dBm) (100 kHz az 300 kHz 6,0 %
300 kHz az 1 MHz 6,0 %
1 MHz az 10 MHz 52%
10 MHz az 500 MHz 4,8 %
500 MHz az 1 GHz 59 %
3mW az now
(+33dBm az +40 dBm) |1 GHz az 4,2 GHz 6,7 %
100 kHz az 300 kHz 73%
300 kHz az 1 MHz 7,3%
1 MHz az 10 MHz 6,6 %
10 MHz az 500 MHz 6,3 %
500 MHz az 1 GHz 7,1%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

vl?of'.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) mérené veliiny Nejniiéi.udévanévrozrézif‘ené Princip kalibrace l!gleig?:élflél}fli Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
1 GHz az 4,2 GHz 7,6 %
now az 25W
(+40 dBm  az +44 dBm) (100 kHz az 300 kHz 74 %
300 kHz az 1 MHz 74 %
1 MHz az 10 MHz 6,7 %
10 MHz az 500 MHz 6,2 %
500 MHz az 1 GHz 6,9 %
1 GHz az 2 GHz 8,0 %
2 GHz az 4,2 GHz 9,5%
1 GHz az 2 GHz 8,0 %

18* | Vysokofrekvenéni troven Porovnani KP 14/E 1
(vykon) / vf wattmetry, selektivni s etalonovym vf
vf méfidla, spektralni a obvodové wattmetrem
analyzatory, testery
radiokomunikacni a
radionavigacni testery,
simulatory a imitatory (ATC,

DME, TACAN, TCAS, VOR-
ILS) 800 pW  az 2 nW
(-61dBm az -57 dBm) |10 MHz az 20 MHz 8,5 %
20 MHz az 50 MHz 6,2 %
50 MHz az 7 GHz 55 %
7 GHz az 15 GHz 6,0 %
15 GHz az 18 GHz 6,6 %
2nW  az 10 yW
(-57 dBm az -20 dBm) |10 MHz az 20 MHz 7,5 %
20 MHz az 50 MHz 4.8 %
50 MHz az 7 GHz 3,9%
7 GHz az 15 GHz 4,5 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Por. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v Texs Nejniz$i udavana rozsifena incio kalib Ide.ntlflvka}ce Praco-
Zislot kalibrace : - - Parametr(y) méfené veliciny nejistota méFen;? Princip kalibrace | kalibra¢niho Viste
3
min  jedn. max  jedn. postupu
15 GHz az 18 GHz 5,4 %
10 yW  az 100 uW
(-20 dBm  az -10 dBm) |100 kHz az 300 kHz 7,3%
300 kHz az 1 MHz 4,0 %
1 MHz az 50 MHz 3,6 %
50 MHz az 1 GHz 3,0%
1 GHz az 2 GHz 3,7%
2 GHz az 15 GHz 4,8 %
15 GHz az 18 GHz 51%
18 GHz az 20 GHz 55 %
20 GHz az 26,5 GHz 4,6 %
26,5 GHz az 40,8 GHz 6,0 %
100 pW az 10 mW
(-10 dBm az +10 dBm) (100 kHz az 300 kHz 7,7%
300 kHz az 1 MHz 41 %
1 MHz az 50 MHz 3,4%
50 MHz az 1 GHz 2,6 %
1 GHz az 2 GHz 3.7%
2 GHz az 15 GHz 46 %
15 GHz az 18 GHz 49 %
18 GHz az 20 GHz 53 %
20 GHz az 26,5 GHz 4,3 %
26,5 GHz az 40,8 GHz 5,6 %
100mW az 100 mW
(+10dBm az +20 dBm) (100 kHz az 300 kHz 6,2 %
300 kHz az 1 MHz 6,2 %
1 MHz az 10 MHz 5,4 %
10 MHz az 50 MHz 46 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntlflvka}ce Praco-
ot . Parametr(y) mérené veliiny . v o Princip kalibrace | kalibraéniho | .. .
Cislo kalibrace min  jedn max  jedn nejistota méfeni postupu? visté
50 MHz az 1 GHz 4,4 %
1 GHz az 15 GHz 5,8 %
15 GHz az 18 GHz 6,0 %
18 GHz az 20 GHz 6,4 %
20 GHz az 26,5 GHz 55 %
26,5 GHz a7z 40,8 GHz 6,5 %
100mW  az 2W
(+20 dBm  az +33 dBm) (100 kHz az 300 kHz 6,0 %
300 kHz az 1 MHz 6,0 %
1 MHz az 10 MHz 52%
10 MHz az 500 MHz 4,8 %
500 MHz az 1 GHz 59%
1 GHz az 4,2 GHz 6,7 %
2mW  az 10w
(+33dBm az +40 dBm) |100 kHz az 300 kHz 7,3%
300 kHz az 1 MHz 7,3%
1 MHz az 10 MHz 6,6 %
10 MHz az 500 MHz 6,3 %
500 MHz az 1 GHz 7,1%
1 GHz az 4,2 GHz 7,6 %
0w az 25W
(+40dBm az +44 dBm) (100 kHz az 300 kHz 7,4 %
300 kHz az 1 MHz 7,4 %
1 MHz az 10 MHz 6,7 %
10 MHz az 500 MHz 6,2 %
500 MHz az 1 GHz 6,9 %
1 GHz az 2 GHz 8,0 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
ot . Parametr(y) mérené veliiny . v o Princip kalibrace | kalibraéniho | .. .
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
2 GHz az 4,2 GHz 9,5%
19* |Vysokofrekvenéni Githum / Nepiimé méteni KP 16/E 1
atenuatory, utlumové ¢lanky, vykonova metoda
selektivni vf méfice, spektralni a
obvodové analyzatory, testery,
radiokomunikacni a
radionavigacni testery,
simulatory, imitatory (ATC,
DME, TACAN, TCAS, VOR-
ILS) 0dBm az 10 dBm |100 kHz az 400 kHz 0,048 dB
400 kHz az 1,3 GHz 0,048 dB
1,3 GHz az 3 GHz 0,048 dB
3 GHz a7 6 GHz 0,059 dB
10 dBm az 20 dBm [100 kHz az 400 kHz 0,064 dB
400 kHz az 1,3 GHz 0,067 dB
1,3 GHz az 3 GHz 0,062 dB
3 GHz a7 6 GHz 0,076 dB
20dBm az 30 dBm (100 kHz az 400 kHz 0,11 dB
400 kHz az 1,3 GHz 0,11 dB
1,3 GHz az 3 GHz 0,11 dB
3 GHz az 6 GHz 0,11 dB
30dBm az 40 dBm {100 kHz az 400 kHz 0,15dB
400 kHz az 3 GHz 0,15dB
3 GHz az 6 GHz 0,17 dB
40dBm az 60 dBm [100 kHz az 3 GHz 0,18 dB
3 GHz az 6 GHz 0,19 dB
60 dBm az 65 dBm (100 kHz az 6 GHz 0,25 dB
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Jmenovity rozsah

Identifikace

vl? mv"l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Parametr(y) mérené veliiny Nej niiéi .udévan::lvroz,ﬁi"ené Princip kalibrace | kalibraé¢niho Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni? postupu? visté
20* | Modulacni zdvih frekvenéni P#imé méfeni nebo | KP 21/E 1
modulace / generatory, méfidla porovnani
modulaci, selektivni v méfice, modulaénim
spektralni analyzéatory, analyzatorem
radiokomunikacni a
radionavigacni testery, simulatory
a imitatory (ATC, DME,
TACAN, TCAS, VOR-ILS) Modulaéni frekvence  Frekvence nosné
0,1kHz az 0,2 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 34 %
(120 az 550) MHz 3,4 %
(0,55az1)GHz 3.2%
(60 az 100) kHz (425 a7 120) MHz 34%
(120 az 550) MHz 6,8 %
(0,55 a2 1) GHz 13 %
0,2kHz az 0,3 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 2,4 %
(120 a2 550) MHz 2,4 %
(0,55 a2 1) GHz 3,2%
(60 az 100) kHz (425 az 120) MHz 2,4 %
(120 a2 550) MHz 4%
(0,55 az 1) GHz 6,8 %
0,3kHz az 0,4 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 2%
(120 a2 550) MHz 2%
(0,55az1)GHz 4,9 %
(60 az 100) kHz (425 a2 120) MHz 2%
(120 az 550) MHz 3,1%
(0,55 az 1) GHz 4,9 %
04kHz az 0,5 kHz {30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,9 %
(120 az 550) MHz 19%
(0,55 az 1) GHz 4%
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Po¥. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmet Jmenovity rozsah g ews Nejniz$i udavana rozsifena incio kalib Ide.ntifivka}ce Praco-
Zislot kalibrace i jedn. axjodn, Parametr(y) méfené veliciny nejistota méFen;? Princip kalibrace karl)lobsl';ﬁgll;;m Viste

(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,9 %

(120 az 550) MHz 2,6 %

(0,55az1)GHz 4%

05kHz az 0,6 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,8 %
(120 az 550) MHz 1,8 %

(0,55az1)GHz 3,4 %

(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1.8%

(120 az 550) MHz 2,4 %

(0,55 az 1) GHz 34 %

0,6 kHz az 0,7 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,7%
(120 az 550) MHz 1,7%

(0,55 az1) GHz 3,1%

(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,7%

(120 az 550) MHz 2,2%

(0,55az1)GHz 3,1%

0,7kHz az 0,8 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,7%
(120 az 550) MHz 1,7%

(0,55az1)GHz 2,8%

(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,7%

(120 az 550) MHz 2,1%

(0,55 az1) GHz 2,8%

0,8kHz az 0,9 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,6 %
(120 az 550) MHz 16 %

(0,55az1) GHz 2,6 %

(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,6 %

(120 az 550) MHz 2%

(0,55 az1)GHz 2,6 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Po¥. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmet Jmenovity rozsah g ews Nejniz$i udavana rozsifena incio kalib Ide.ntifivka}ce Praco-
Zislot kalibrace i jedn. axjodn, Parametr(y) méfené veliciny nejistota méFen;? Princip kalibrace karl)lobsl';ﬁgll;;m Viste
09kHz az 1 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,6 %
(120 az 550) MHz 16 %
(0,55az1)GHz 25%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,6 %
(120 az 550) MHz 1,9%
(0,55az1)GHz 25%
1kHz az 2 kHz {30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 12%
(120 az 550) MHz 1,2%
(0,55 az 1) GHz 2,2%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,2%
(120 az 550) MHz 16 %
(0,55 az1) GHz 22%
2kHz az 3 kHz {30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,1%
(120 az 550) MHz 1,1%
(0,55az1)GHz 16 %
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 11%
(120 az 550) MHz 1,3%
(0,55az1)GHz 1,6 %
3kHz az 4 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 11%
(120 az 550) MHz 11%
(0,55 az1) GHz 1,4 %
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,1%
(120 az 550) MHz 12%
(0,55az1) GHz 14%
4kHz az 5kHz {30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,1%
(120 az 550) MHz 1,1%
(0,55 az1)GHz 1,3%
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Po¥. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmet Jmenovity rozsah g ews Nejniz$i udavana rozsifena incio kalib Ide.ntifivka}ce Praco-
Zislot kalibrace i jedn. axjodn, Parametr(y) méfené veliciny nejistota méFen;? Princip kalibrace karl)lobsl';ﬁgll;;m Viste
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1,1%
(120 az 550) MHz 1,2%
(0,55az1)GHz 13%
5kHz az 8 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1,1%
(120 az 550) MHz 1,1%
(0,55az1)GHz 12%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 11%
(120 az 550) MHz 1,1%
(0,55 az 1) GHz 1,2%
8kHz az 10 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1%
(120 az 550) MHz 1%
(0,55 az1) GHz 12%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1%
(120 az 550) MHz 1%
(0,55az1)GHz 12%
10kHz az 100 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 1%
(120 az 550) MHz 1%
(0,55az1)GHz 1,1%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 1%
(120 az 550) MHz 1%
(0,55 az1) GHz 1%
100 kHz  az 300 kHz |30 Hz a7z 60 kHz (0,03 az 120) MHz 2,2%
(120 az 550) MHz 22%
(0,55az1) GHz 22%
(60 az 100) kHz (4,25 az 120) MHz 2,2%
(120 az 550) MHz 2,2%
(0,55 az1)GHz 22%
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

Pof. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét v g e Nejniz§i udavana rozsifena - . o |Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
300 kHz az 500 kHz |30 Hz az 60 kHz (0,03 az 120) MHz 32%
(120 az 550) MHz 3,2 %
(0,55az1)GHz 3,2%
(60 az 100) kHz (4.25 az 120) MHz 3,2%
(120 a2 550) MHz 3.2%
(0,55az1)GHz 3,2%
21* |Hloubka amplitudové modulace Ptimé méfeni nebo | KP 21/E 1
/ generatory, métidla modulaci, pfimé porovnani
selektivni vf méfice, spektralni s etalonovym
analyzatory, radionaviga¢ni a modula¢nim
radiokomunikaéni testery, analyzatorem
simulatory a imitatory (ATC,
DME, TACAN, TCAS, VOR-
ILS) Modulaéni frekvence  Frekvence nosné
20 % 30 Hz 0,015 %
30 % 30 Hz 0,015 %
40 % 30 Hz 0,015 %
2% az 5% 30 Hz az 60 kHz 55kHz az 10 MHz 3,6 %
10 MHz az 1 GHz 3,2%
60 kHz az 100 kHz 55kHzaz 10 MHz 4,3 %
10 MHz az 1 GHz 4,3%
5% az 10 % 30 Hz az 60 kHz 55kHz az 10 MHz 2,7%
10 MHz az 1 GHz 2,2%
60 kHz az 100 kHz 55kHz az 10 MHz 3,6 %
10 MHz az 1 GHz 3,6 %
10 % az 80 % 30 Hz az 60 kHz 55 kHz az 10 MHz 22%
10 MHz az 1 GHz 18%
60 kHz az 100 kHz 55kHz az 10 MHz 3,4 %
10 MHz az 1 GHz 34 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

vl? mv"l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Parametr(y) mérené veliiny Nej niiéi .udévan::lvrozgﬁ"ené Princip kalibrace | kalibraé¢niho Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
80 % az 100 % 30 Hz az 60 kHz 55kHzaz 10 MHz 2,4 %
10 MHz az | GHz 1,7%
60 kHz az 100 kHz 55kHzaz 10 MHz 3,3%
10MHz az 1 GHz 3,3%
22* |Kapacita / kapacitory a kapacitni Piimé méfeni KP 32/E 1
etalony, kalibratory kapacity, etalonovym RLC
kapacitni dekady, zkusebni, mostem
kontrolni a testovaci zafizeni a
jejich Casti 2 pF az 5 pF 1 kHz az 2 kHz 9%
2 kHz az 5 kHz 3,5%
5kHz az 10 kHz 15%
10 kHz az 20 kHz 0,8 %
20 kHz az 1 MHz 0,5 %
5 pF az 10 pF 1 kHz a7 2 kHz 35%
2 kHz az 5 kHz 1,6 %
5 kHz az 10 kHz 0,6 %
10 kHz az 20 kHz 0,4 %
20 kHz az 100 kHz 0,3%
100 kHz az 1 MHz 0,4 %
10 pF az 100 pF 1 kHz az 2 kHz 19%
2 kHz az 5 kHz 0,4 %
SkHz az 10 kHz 0,35 %
10 kHz az 20 kHz 0,2 %
20 kHz az 100 kHz 0,15 %
100 kHz az 400 kHz 0,2 %
400 kHz az 1 MHz 0,4 %
100 pF az 1000 pF 0,5 kHz az 2 kHz 0,55 %
2 kHz az 5 kHz 0,15%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivka}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
5 kHz az 100 kHz 0,08 %
100 kHz az 400 kHz 0,17 %
400 kHz az 1| MHz 0,37 %
1nF az 10 nF 100 Hz az 500 Hz 0,8 %
500 Hz az 2 kHz 0,12 %
2 kHz az 100 kHz 0,08 %
100 kHz az 400 kHz 0,17 %
400 kHz az 1 MHz 0,37 %
10 nF az 100 nF 100 Hz az 500 Hz 0,2%
500 Hz az 100 kHz 0,1%
100 kHz az 400 kHz 0,25 %
400 kHz az 1 MHz 0,73 %
100 nF az 1000 nF 100 Hz az 500 Hz 0,15%
500 Hz az 20 kHz 0,08 %
20 kHz az 100 kHz 0,15%
100 kHz az 400 kHz 0,85 %
1 uF az 10 pF 100 Hz az 500 Hz 0,13 %
500 Hz az 10 kHz 0,08 %
10 kHz az 20 kHz 0,13 %
20 kHz az 50 kHz 0,3%
50 kHz az 100 kHz 0,7 %
10 uF az 100 puF 50 Hz az 100 Hz 0,25 %
100 Hz az 500 Hz 0,15 %
500 Hz az 1 kHz 0,1%
1 kHz az 5 kHz 0,2%
5 kHz az 10 kHz 0,4 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Po¥. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmet Jmenovity rozsah p rené velici Nejniz$i udavana rozsifena Princip kalib lidle.ntifivka};:le Praco-
&islo! kalibrace min  jedn. max  jedn. arametr(y) mérené veliCiny nejistota méieni? rincip kafibrace aplobslt.zfjllljg O vist
23* |Kapacita / etalony kapacity, Porovnani KP 32/E 1
kapacitory, zku$ebni, kontrolni a s etalonovym
testovaci zafizeni a jejich ¢asti 1pF 1 kHz 1,5% kapacitorem
1 kHz az 100 kHz 1,6 %
100 kHz az 1 MHz 2%
10 pF 1 kHz 0,05 %
1 kHz az 100 kHz 0,2 %
100 kHz az 1 MHz 0,2%
100 pF 1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,1%
100 kHz az 1 MHz 0,5 %
1000 pF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,02 %
1 kHz az 100 kHz 0,05 %
100 kHz az 1 MHz 0,1%
10 nF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,05 %
100 kHz az 1 MHz 0,1%
100 nF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,1%
1uF 100 Hz az 1 kHz 0,15%
1 kHz 0,1%
1 kHz az 100 kHz 0,6 %
10 pF 100 Hz az 1 kHz 0,15 %
1 kHz 0,1%
1 kHz az 50 kHz 0,5%
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Piiloha je nedilnou soucasti

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Jmenovity rozsah

Identifikace

Pof. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét v g e Nejniz§i udavana rozsifena - . o |Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
100 pF 100 Hz az 1 kHz 0,1%
1 kHz 0,1%
1 kHz az 10 kHz 0,6 %
24* |Kapacita/ RLCG mosty a méfice, Piimé méfeni na KP 31/E 1
kontrolni a testovaci zafizeni a etalonech kapacity
jejich casti 1pF 1 kHz 15%
1 kHz az 100 kHz 1,6 %
100 kHz az 1 MHz 2%
10 pF 1 kHz 0,05 %
1 kHz az 100 kHz 0,2%
100 kHz az 1 MHz 0,2 %
100 pF 1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,1%
100 kHz az 1 MHz 0,5%
1000 pF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,02 %
1 kHz az 100 kHz 0,05 %
100 kHz az 1 MHz 0,1%
10 nF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,05 %
100 kHz az 1 MHz 0,1%
100 nF 100 Hz az 1 kHz 0,05 %
1 kHz 0,01 %
1 kHz az 100 kHz 0,1%
1 uF 100 Hz az 1 kHz 0,15%
1 kHz 0,1%
1 kHz az 100 kHz 0,6 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Jmenovity rozsah

Identifikace

vl? mv"l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Parametr(y) mérené veliiny Nej niiéi .udévan::lvrozgﬁ"ené Princip kalibrace | kalibraé¢niho Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
10 uF 100 Hz az 1 kHz 0,15 %
1 kHz 0,1%
1 kHz az 50 kHz 0,5%
100 uF 100 Hz az 1 kHz 0,1%
1 kHz 0,1%
1 kHz az 10 kHz 0,6 %
25* |Indukénost / induktory a etalony Mgéteni etalonovym | KP 32/E 1
indukénosti, kalibratory RLCG mostem,
indukénosti, indukeni dekady, dvousvorkové nebo
zkusebni, kontrolni a testovaci ttisvorkové pripojeni
zafizeni a jejich Casti 1 uH az 2uH |1 kHzaz2kHz 10 %
2 kHz az 4 kHz 41 %
4 kHz az 8 kHz 2%
8 kHz az 10 kHz 1%
10 kHz az 50 kHz 0,83 %
50 kHz az 100 kHz 0,3%
2 uH az 3 uH 1 kHz az 2 kHz 5%
2 kHz az 4 kHz 2,1%
4 kHz az 8 kHz 1%
8 kHz az 10 kHz 0,6 %
10 kHz az 50 kHz 0,5%
50 kHz az 100 kHz 0,2 %
3 uH az 5 uH 1 kHz az 2 kHz 3,2%
2 kHz az 4 kHz 1,4 %
4 kHz az 8 kHz 0,69 %
8 kHz az 10 kHz 0,38 %
10 kHz az 50 kHz 0,33 %
50 kHz az 100 kHz 0,18 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivka}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
5 uH az 10 uH 1 kHz az 2 kHz 2%
2 kHz az 4 kHz 0,86 %
4 kHz az 8 kHz 0,44 %
8 kHz az 10 kHz 0,27 %
10 kHz az 50 kHz 0,19 %
50 kHz az 100 kHz 0,15 %
10 uH az 20 uH 1 kHz az 2 kHz 1%
2 kHz az 4 kHz 0,46 %
4 kHz az 10 kHz 0,25 %
10 kHz az 100 kHz 0,14 %
20 uH az 50 uH [500 Hz az 1 kHz 1,3%
1 kHz az 2 kHz 0,53 %
2 kHz az 4 kHz 0,26 %
4 kHz az 10 kHz 0,16 %
10 kHz az 100 kHz 0,14 %
50 uH az 200 uH  |500 Hz az 1 kHz 0,55 %
1 kHz az 4 kHz 0,25 %
4 kHz az 10 kHz 0,11 %
10 kHz az 100 kHz 0,14 %
200 pH az 1mH 100 Hz az 200 Hz 1,9%
200 Hz az 500 Hz 0,6 %
500 Hz az 1 kHz 0,2 %
1 kHz az 4 kHz 0,11 %
4 kHz az 10 kHz 0,07 %
10 kHz az 100 kHz 0,13 %
I1mH az 1H 100 Hz az 200 Hz 0,48 %
200 Hz az 500 Hz 0,2%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
500 Hz az 1 kHz 0,13 %
1 kHz az 20 kHz 0,09 %
1H az 20H 100 Hz az 200 Hz 0,18 %
200 Hz az 1 kHz 0,14 %
20H az 100 H 100 Hz az 200 Hz 0,2 %
200 Hz az 1 kHz 0,16 %
26* |Indukénost / RLCG mosty, Pfimé méteni na KP 31/E 1
méfice, zkuSebni, kontrolni a etalonech
testovaci zafizeni a jejich Casti induk¢nosti,
dvousvorkové nebo
1pyH |1kHz 4 % ttisvorkové pripojeni
2uH  |1kHz 1%
10 kHz 0,5 %
100 kHz 0,3%
20 pH |1 kHz 0,2 %
100 pH |1 kHz 0,25 %
200 uiH |1 kHz 1%
500 uH |1 kHz 0,1%
1mH |1kHz 0,1%
2mH |1kHz 0,2 %
5mH |1kHz 0,2 %
10mH |1kHz 025 %
20mH [1kHz 0,5%
50mH |1 kHz 0,1 %
100 mH |1kHz 0,6 %
200 mH |1 kHz 0,1%
1H 1 kHz 0,05 %
10H 1 kHz 0,1%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

vl?of'.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) mérené veliiny Nejniiéi.udévanévrozrézif‘ené Princip kalibrace ligﬁg?;'é':l&l}ﬁi Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
27* |AC odpor, impedance / RLCG Piimé méfeni na KP 31/E 1
mosty, méfice, zkusebni, etalonech impedance,
kontrolni a testovaci zafizeni a ctytsvorkové
jejich casti 0,10 0Hz 0,017 % pfipojeni
0 Hz az 100 Hz 0,21 %
100 Hz az 1 kHz 0,32 %
1 kHz az 20 kHz 1,8 %
20 kHz az 100 kHz 57%
100 kHz 3.2%
10 O0Hz 0,005 %
0Hzaz 1 kHz 0,06 %
1 kHz az 100 kHz 0,26 %
100 kHz az 1 MHz 0,92 %
1 MHz 0,53 %
100 0Hz 0,005 %
0Hzaz1kHz 0,03 %
1 kHz az 100 kHz 0,04 %
100 kHz 0,06 %
100 kHz az 1 MHz 0,15%
1 MHz 0,1%
100 Q 0Hz 0,005 %
0 Hz az 100 kHz 0,03 %
100 kHz 0,06 %
100 kHz az 1 MHz 0,58 %
1 MHz az 10 MHz 0,5 %
10 MHz az 50 MHz 12 %
1kQ |0Hz 0,005 %
0 Hz az 1 kHz 0,02 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivka}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
1 kHz az 100 kHz 0,05 %
100 kHz az 2 MHz 0,11 %
10kQ |OHz 0,17 %
0Hzaz 1 kHz 0,02 %
1 kHz az 100 kHz 0,06 %
100 kHz az 2 MHz 1,4 %
2 MHz 0,52 %
100 kQ |0 Hz 0,017 %
0Hzaz 1 kHz 0,02 %
1 kHz az 100 kHz 0,25 %
100 kHz 0,09 %
100 kHz az 1 MHz 16 %
1 MHz 0,31 %
1MQ |O0Hz 0,01 %
0Hzaz1kHz 0,06 %
1 kHz az 20 kHz 0,26 %
20 kHz az 200 kHz 25%
200 kHz 19%
10 MQ |0Hz 0,06 %
0 Hz az 100 Hz 0,44 %
100 Hz az 400 Hz 0,5%
400 Hz az 1 kHz 0,9%
100 MQ  |100 Hz 0,15 %
100 Hz az 1 kHz 0,32 %
1 kHz a7z 20 kHz 0,9 %

11_01-P508b K-20221122

Strana 53z 75




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
28* |AC odpor, impedance / etalony a P#imé méfeni KP 32/E 1
kalibratory impedance, zkusebni, etalonovym RLC
kontrolni a testovaci zafizeni a mostem
jejich casti 01mQ az 10 20 Hz az 50 Hz 0,015 Q
50 Hz a7 100 Hz 0,006 Q
100 Hz az 500 Hz 0,003 ©
500 Hz az 1 kHz 0,002 ©
1 kHz az 10 kHz 0,002 ©
10 kHz az 100 kHz 0,002 ©
100 kHz az 500 kHz 0,006 Q
500 kHz az 1 MHz 0,01Q
1Q az 10Q 20 Hz az 50 Hz 14 %
50 Hz az 100 Hz 0,61 %
100 Hz az 500 Hz 0,35 %
500 Hz az 1 kHz 0,15%
1 kHz az 10 kHz 0,12 %
10 kHz az 100 kHz 0,19 %
100 kHz az 500 kHz 0,6 %
500 kHz az 1 MHz 1%
10Q az 100 O 20 Hz az 50 Hz 0,58 %
50 Hz az 100 Hz 0,27 %
100 Hz az 500 Hz 0,16 %
500 Hz az 10 kHz 0,08 %
10 kHz az 100 kHz 0,11 %
100 kHz az 500 kHz 0,25 %
500 kHz az 1 MHz 0,41 %
100 Q 2 MHz 0,3%
100 © az 1kQ |20Hzaz50Hz 0,5%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivka}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
50 Hz az 100 Hz 0,25 %
100 Hz az 500 Hz 0,15 %
500 Hz az 10 kHz 0,07 %
10 kHz az 100 kHz 0,08 %
100 kHz az 500 kHz 0,21 %
500 kHz az 1 MHz 0,4 %
1kQ |2 MHz 0,2%
1kQ az 10 kQ 20 Hz az 50 Hz 0,51 %
50 Hz az 100 Hz 0,25 %
100 Hz az 500 Hz 0,18 %
500 Hz az 10 kHz 0,13 %
10 kHz az 100 kHz 0,18 %
100 kHz az 500 kHz 0,22 %
500 kHz az 1 MHz 0,4 %
10kQ |2 MHz 0,3 %
10 kQ az 100 kQ |20 Hz az 50 Hz 0,51 %
50 Hz az 100 Hz 0,25 %
100 Hz az 500 Hz 0,18 %
500 Hz az 10 kHz 0,13 %
10 kHz az 100 kHz 0,18 %
100 kHz az 500 kHz 0,22 %
500 kHz az 1 MHz 0,4 %
0,1 MQ az 1 MQ |20 Hzaz50Hz 2,3%
50 Hz az 100 Hz 1%
100 Hz az 500 Hz 0,6 %
500 Hz az 1 kHz 0,24 %
1 kHz az 10 kHz 0,18 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivka}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu

10 kHz az 100 kHz 0,31 %

100 kHz az 500 kHz 0,9 %

500 kHz az 1 MHz 1,6 %

1MQ  az 2MQ (20 Hzaz 50 Hz 4,2 %

50 Hz az 100 Hz 1,8 %

100 Hz az 500 Hz 1%

500 Hz az 1 kHz 0,4 %

1 kHz az 10 kHz 0,3%

10 kHz az 100 kHz 0,48 %

100 kHz az 500 kHz 1,6 %

500 kHz az 1 MHz 2,9%

2MQ  az 5 MQ |20 Hz az 50 Hz 9,6 %

50 Hz az 100 Hz 4,1%

100 Hz az 500 Hz 2,3%

500 Hz az 1 kHz 0,83 %

1 kHz az 10 kHz 0,65 %

10 kHz az 100 kHz 1,1%

100 kHz az 500 kHz 3,5%

500 kHz az 1 MHz 6,6 %

5MQ az 10 MQ  |100 Hz az 500 Hz 4,5 %
500 Hz az 1 kHz 1,6 %

1 kHz az 10 kHz 1,3%

10 kHz az 100 kHz 2,1%

10 MQ  az 20 MQ  [100 Hz az 500 Hz 8,7%
500 Hz az 1 kHz 3,1%

1 kHz az 10 kHz 2,4 %

10 kHz az 100 kHz 4%
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
ot . Parametr(y) mérené veliiny . v o Princip kalibrace | kalibraéniho | .. .
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
20MQ  az 50 MQ |500 Hz az 1 kHz 7,7%
1 kHz az 10 kHz 59%
10 kHz az 50 kHz 7,1%
50 MQ  az 100 MQ |1 kHz az 2 kHz 12%
2 kHz az 10 kHz 10 %
29* |Izolacni odpor / revizni piistroje, Pfimé méteni na KP 5/E 1
testery elektrické pevnosti kalibratoru reviznich
pristrojt nebo na
10kQ  az 30 kQ 0,2% etalonovych odporecti
30 kQ az 5 MQ 0,12 %
5MQ az 500 MQ 1,2%
500 MQ  az 10 GQ 14%
Prechodovy odpor / revizni Piimé méfeni na
piistroje, multifunkéni testery kalibratoru reviznich
elektrické bezpecnosti pristroji nebo na
0,02Q az 0,02 Q 0,0013 % etalonovych odporech
020 az 0,30 0,013 %
030 az 0,8Q 0,035 %
0,8Q az 40 0,075 %
40 az 200 0,11 %
100 Q az 100 Q 0,007 %
1000 az 1000 Q 0,031 %
Zemni odpor, odpor ochranného Piimé méfeni na
vodice / revizni piistroje, méfidla kalibratoru reviznich
odporu ptistrojit nebo na
0,05 Q az 0,6 Q 0,01 % etalonovych odporech]
10 az 10 0,012 %
50 az 5Q 0,034 %
100 az 10Q 0,063 %
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

vl?of'.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) mérené veliiny Nejniiéi.udévanévrozrézif‘ené Princip kalibrace l!gleig?:élflél}fli Pr."’lcf"
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. nejistota méfeni postupu? visté
100 Q az 100 0,58 %
1000 Q az 1000 Q 5,8 %
Impedance vypinaci smycky a Pfimé méteni na
sité / revizni piistroje, méfidla kalibratoru reviznich
impedance 050 az 150 0,01 % piistrojui
5Q az 50 0,04 %
10Q az 10Q 0,03 %
100 az 100 0,11 %
1000 Q az 1000 Q 1,1%
Vybavovaci proud / revizni Piimé méfeni na
piistroje kalibratoru reviznich
3mA az 3A 1,7% pristroji
Vypinaci ¢as chranicti / revizni Ik)ﬁl.né ,méfeni ha
AT alibratoru reviznich
pristroje 20ms az 100 ms 0,41 ms pFistrojt
100 ms az 150 ms 0,41 %
150 ms az 250 ms 0,34 %
250 ms az 5s 0,29 %
Pimy unikajici proud / revizni Nepifimé méteni
piistroje, méfidla unikajiciho odporovou dekadou a
proudu etalonovym
50 pA  az 50 pA 0,06 mA multimetrem
50 uA az 500 pA 0,2 mA
500 pA  az 1,2 mA 0,002 mA
1,2 mA az 5,0 mA 0,007 mA
SmA az 12 mA 0,011 mA
12mA  az 20 mA 0,031 mA
20 mA az 50 mA 0,045 mA
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah P v e NejniZ$i udavana rozsiena _— . Ide.ntlflvke}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - arametr(y) méi'ené veli¢iny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
Nahradni unikajici proud / Nepiimé méfeni
revizni pfistroje, méfidla odporovou dekadou a
unikajiciho proudu etalonovym
50 uA  az 50 pA 0,1 pA multimetrem
50 lA  az 500 uA 0,2 pA
500 pA az 5 mA 4 uA
5mA az 10 mA 0,15 %
10mA az 20 mA 0,2%
20mA  az 40 mA 04 %
Rozdilovy unikajici proud / Nepiimé méieni
revizni pfistroje, méfidla odporovou dekadou a
unikajiciho proudu etalonovym
50 yA  az 40 mA 0,8 % multimetrem
30* |Nelinearni zkresleni THD, THF / Piimé méfeni na KP 22/E 1
méfice a analyzatory zkreslent, generéatoru
analyzatory signalu, etalonového zkresleni
radiokomunikacni testery,
zkusebni, kontrolni a testovaci
zafizeni a jejich Casti pro uroven
zé&kladni harmonické Up.p = (7 aZ
20)V Z&kladni harmonicka
0,1% az 0,3% 20 Hz az 50 kHz 2,0 % + 0,039 % (abs.)
50 kHz az 100 kHz 2,3% + 0,039 % (abs.)
100 kHz az 200 kHz 2,9 % + 0,039 % (abs.)
0,3% az 1% 20 Hz az 1 kHz 7,0 % + 0,033 % (abs.)
1 kHz a7 50 kHz 4,1 % + 0,033 % (abs.)
50 kHz a7 100 kHz 5,5 % + 0,033 % (abs.)
100 kHz az 200 kHz 7,0 % + 0,030 % (abs.)
1% az 10% |20 Hz az 50 kHz 18 % + 0,010 % (abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

vl?of'.l Kalibrovand \{eliéina/ Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) mérené veliiny Nejniiéi.udévanévrozrézif‘ené Princip kalibrace l!gleig?:élflél}fli Pr."’lcf"
Cislo kalibrace - - - nejistota méfeni 3 | visté
min  jedn. max  jedn. postupu
50 kHz az 100 kHz 14 % + 0,012 % (abs.)
100 kHz az200 kHz 20 % + 0,010 % (abs.)
10 % az 40 % 20 Hz az 1 kHz 20 % + 0,10 % (abs.)
1 kHz az 50 kHz 20 % + 0,15 % (abs.)
50 kHz az 100 kHz 20 % + 0,020 % (abs.)
0% 20 Hz az 50 kHz 0,010 % (abs.)
50 kHz 0,031 % (abs.)
100 kHz 0,054 % (abs.)
0,1 % 20 Hz 0,012 % (abs.)
50 Hz 0,012 % (abs.)
100 Hz 0,012 % (abs.)
1 kHz 0,012 % (abs.)
5 kHz 0,012 % (abs.)
10 kHz 0,012 % (abs.)
50 kHz 0,026 % (abs.)
100 kHz 0,026 % (abs.)
1% 20 Hz 0,10 % (abs.)
50 Hz 0,10 % (abs.)
100 Hz 0,10 % (abs.)
1 kHz 0,10 % (abs.)
5 kHz 0,10 % (abs.)
10 kHz 0,10 % (abs.)
50 kHz 0,025 % (abs.)
100 kHz 0,025 % (abs.)
10 % 20 Hz 1,0 % (abs.)
50 Hz 1,0 % (abs.)
100 Hz 1,0 % (abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pofr. Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét Jmenovity rozsah v e NejniZ$i udavana rozsiena - . Ide.ntifivke}ce Praco-
Cislol kalibrace : - - Parametr(y) mérené veliiny nejistota méFent? Princip kalibrace kallbracn13ho Vitte
min  jedn. max  jedn. postupu
1 kHz 1,0 % (abs.)
5 kHz 1,0 % (abs.)
10 kHz 1,0 % (abs.)
50 kHz 2,5 % (abs.)
100 kHz 2,5 % (abs.)
31* |Nelinearni zkresleni THF signali Pfimé méteni KP 22/E 1
surovni 150 mV az 300 V / etalonovym
generétory, zdroje signalu, analyzatorem
oscilatory, radiokomunikaéni zkresleni
testery, zkuSebni, kontrolni a Siika pasma
testovaci zafizeni a jejich ¢asti Zékladni harmonickéa: |méfeni:
0%  az 01% |10 Hzaz 1 kHz 80 kHz 29,0 % + 0,01 % (abs.)
1 kHz az 10 kHz 80 kHz 30,0 % + 0,01 % (abs.)
10 kHz az 20 kHz 80 kHz 36,0 % + 0,01 % (abs.)
0,1% az 0,3% 10 Hz az 10 kHz 80 kHz 18,0 %
10 kHz az 20 kHz 80 kHz 19,0 %
20 kHz az 50 kHz 80 kHz 39,0 %
0,3 % az 1% 10 Hz az 20 kHz 80 kHz 16,0 %
20 kHz az 50 kHz 500 kHz 27,0 %
50 kHz az 100 kHz 500 kHz 30,0 %
1% az 3% 10 Hz az 20 kHz 80 kHz 15,0 %
20 kHz az 50 kHz 500 kHz 22,0%
50 kHz az 100 kHz 500 kHz 23,0%
3% az 10 % 10 Hz az 10 kHz 80 kHz 14,0 %
10 kHz az 20 kHz 500 kHz 15,0 %
20 kHz az 100 kHz 500 kHz 21,0%
10 % az 40 % 20 Hz az 20 kHz 80 kHz 140 %
20 kHz az 100 kHz 500 kHz 20,0 %
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Piiloha je nedilnou soucasti

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Por. Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana o . Identifikace Praco-
¢islo | Kalibrovana veli¢ina/ Piredmét kalibrace Parametr(y) mérené veli¢iny rozSiiena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ..,
! min  jedn. max jedn. méfeni2 postupu? visté
32 |Modul impedance (komplexni) / Me¢feni network KP 33/E 1
etalony, impedanéni prvky, vazebni analyzatorem?®
sité, umélé site, filtry 0Q az 10Q 9 kHz az 500 MHz 05Q
100 az 13Q 5,0 %
130 az 16 Q 4,0 %
16 Q az 20Q 35%
200 az 30Q 3,0%
30Q az 400 2,0%
40 Q az 700 1,9%
700 az 85 Q 2,0%
85 Q az 100 Q 2,5%
100 O az  120Q 3,0%
120 O az 170 Q 4,0%
170 O az  220Q 5,0 %
220 O az  270Q 6,0 %
270 O az  300Q 7,0 %
300 O az  350Q 8,0 %
350 Q az 400 Q 9,0 %
Faze impedance (komplexni) / Me¢feni network
etalony, impedanéni prvky, vazebni analyzatorem?®
sité, umélé sité, filtry -360 ° az +360° 1,7°
33 | Modul ¢initele odrazu / vf piistroje, v Me¢feni network KP 33/E 1
obvodové prvky 0,000 az 0,178 9 kHz a7 2 GHz 0,009 (abs.) | analyzatorem®
2 GHz az 6 GHz 0,015 (abs.)
0,178 az 0,500 9 kHz az 2 GHz 3,5%
2 GHz az 6 GHz 55 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Por. Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana o . Identifikace Praco-
¢islo | Kalibrovana veli¢ina/ PFedmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | .. .
! min  jedn. max jedn. méfeni2 postupu? visté
0,500 az 0,708 9 kHz az 2 GHz 3,0%
2 GHz az 6 GHz 4,0 %
0,708 az 1,000 9 kHz a7 2 GHz 2,5%
2 GHz az 6 GHz 4,0%
34 | Faze Cinitele odrazu / vf piistroje, vf Meéfeni network KP 33/E 1
obvodové prvky Cinitel odrazu Kmitocet Cinitel odrazu analyzatorem?®
-360 ° az +360° 0,009 az 0,018 9 kHz az 2 GHz (0,009 az 0,018 42,0°
2 GHz az 6 GHz 55,0°
0,018 az 0,056 9 kHz a7z 2 GHz [0,018 az 0,056 20,0°
2 GHz az 6 GHz 42,0°
0,056 az 0,178 9 kHz az 2 GHz (0,056 az 0,178 6,0°
2 GHz az 6 GHz 13,0°
0,5az1 9kHzaz 1 GHz [0,5az 1 1,0°
1 GHz az2 GHz 1,3°
2 GHz az 3 GHz 2,0°
3 GHz az 5 GHz 3,0°
5 GHz az 6 GHz 3,5°
35 | Stejnosmérny vykon / stejnosmérné Porovnéni s nepfimo KP 9/E 1
wattmetry a métidla meéfenym etalonovym
stejnosmérného elektrického vykonem
vykonu 40 uW  az 56 kW 0,2V az280V 0,2 mA az20 A 0,021 %
36 | Stejnosmérny vykon / generatory a Nepiimé méteni KP 9/E 1
zdroje stejnosmérného elektrického vykonu pomoci méfeni
vykonu napéti a proudu dvéma
etalonovymi
10uW az  100kW |0,1VazlkV 0,1 Aaz100A 0,0049 % multimetry
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Por. Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana o . Identifikace Praco-
¢islo | Kalibrovana veli¢ina/ PFedmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho | .. .
! min  jedn. max jedn. méfeni2 postupu? visté
37 |Sttidavy vykon ¢inny / stiidavé Generovani KP 9/E 1
wattmetry a méfidla stfidavého etalonovym
elektrického vykonu v rozsahu kalibratorem vykonu
0,2V az280V,;0,2mA az 20 A,
15 Hz az 1 kHz; 0° az 360° oW az 5,6 KW 0,73 mW/VA
38 |Sttidavy vykon zdanlivy / stiidavé Generovani KP 9/E 1
wattmetry a méfidla stfidavého etalonovym
elektrického vykonu v rozsahu kalibratorem vykonu
0,2V az280V,;0,2mA az 20 A,
15 Hz az 1 kHz 40 uVA  az 5,6 KVA 0,75 mVA/VA
39 |Sttidavy vykon jalovy / stiidavé Generovani KP 9/E 1
wattmetry a méfidla stfidavého etalonovym
elektrického vykonu v rozsahu kalibratorem vykonu
0,2V az280V,;0,2mA az 20 A,
15 Hz az 1 kHz; 0° az 360° 0 var az 5,6 kvar 0,73 mvar/VA
40 | Stridavy vykon ¢inny / generatory a Mefeni digitalnim KP 9/E 1
zdroje stiidavého elektrického vzorkovacim
vykonu v rozsahu 0,1 V az 700 V; wattmetrem
0° az 360° ow az 70w 0,01 Aaz 0,1 A 40 Hz az 1 kHz 0,97 mW/VA
ow az 112kw [0, Aazl6 A 15Hz az 1 kHz
oW az 70kW |16 Aaz 100 A 40 Hz az 1 kHz
41 | Sttidavy vykon zdanlivy / Mg¢feni etalonovym KP 9/E 1
generatory a zdroje stiidavého digitalnim
elektrického vykonu v rozsahu vzorkovacim
0,1 Vaz700V 1 mVA az 70VA 0,01 Aaz0,1 A  40HzazlkHz 0,97 mVA/VA | wattmetrem
10 mVA az 112kVA |0,1 Aaz16 A 15Hz az 1 kHz
1,6 VA az 700 kVA |16 A az 100 A 40 Hz az 1 kHz
42 |Sttidavy vykon jalovy / generatory Meéfeni etalonovym KP 9/E 1
a zdroje sttidavého elektrického digitalnim
vykonu v rozsahu 0,1 V az 700 V; vzorkovacim
0° az 360° 0 var az 70var |0,01 Aaz0,1 A 40 Hz az 1 kHz 0,97 mvar/VA | wattmetrem
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Por. Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace Praco-
¢islo | Kalibrovana veli¢ina/ Pfedmét kalibrace Parametr(y) méiené veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Viste
1 min  jedn. max jedn. méieni? postupu®
0 var az 112kvar (0,1 Aazl6 A 15 Hz az 1 kHz
0 var az 70 kvar |16 A az 100 A 40 Hz az 1 kHz
43 |Fazovy uhel / wattmetry a métidla Generovani KP 9/E 1
elektrického vykonu v rozsahu etalonovym
0,2V az280V;0,2mA az20A 0° az  360° 15 Hz a7 200 Hz 0,15° kalibratorem vykonu
200 Hz az 1 kHz 0,25°

1V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznacéeny hvézdickou.

2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislu$né nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentti identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentti identifikujicich kalibratni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).

4 CMC je udéno pro signal se zakladni a s volitelnou n-tou harmonickou n = (2 az 100) pro frekvence do 1 kHz, n = (2 aZ 10) pro frekvence nad 1 kHz.

5 Netyka se prekmitdl u impulsnich priib&hi se strmymi hranami.

5 Plati pro N (m) konektor a pfizpisobené zdroje (méidla).

" Nejistota uvedena jako procento z hodnoty modulaéniho zdvihu.

8

Pfipojeni v méfici roviné konektoru ,,N“, charakteristicka impedance = 50 Q.
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor mérené veli¢iny: Optické veli¢iny
Pot- Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana o ) Identifikace Praco-
.. 11 | Kalibrovana veli¢ina/Pfedmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | " . .
€islo min  jedn. max  jedn. méieni? postupu® viste
1* | Absorbance (transmitance) v oblasti Ptimé méfeni a porovnani | KP 1/S 1
spektra UV-VIS-NIR/fotometry a pomoci etalonovych filtrd 4
spektrometry, ,,Elisa readery®, pevné i CRM
kapalné filtry pro kontrolu absorbanci,
stray light a spektralni rozlisitelnosti vinova délka:
0,1 az 0,3 235 nm 0,0030 abs.
257 nm 0,0030 abs.
302 nm 0,0025 abs.
313 nm 0,0025 abs.
345 nm 0,0025 abs.
350 nm 0,0025 abs.
395 nm 0,0025 abs.
512 nm 0,0040 abs.
678 nm 0,0030 abs.
0,3 az 0,6 235 nm 0,0040 abs.
257 nm 0,0040 abs.
302 nm 0,0090 abs.
313 nm 0,0040 abs.
345 nm 0,0040 abs.
350 nm 0,0040 abs.
395 nm 0,0080 abs.
512 nm 0,0055 abs.
678 nm 0,0040 abs.
0,6 az 1,6 235 nm 0,0050 abs.
257 nm 0,0050 abs.
302 nm 0,0098 abs.
345 nm 0,0050 abs.
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Poi Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana o ) Identifikace Praco-
sl ° | Kalibrovana veli¢ina/Pfedmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ., t
cislo min  jedn. max  jedn. mé¥eni? postupu | V€
350 nm 0,0050 abs.
395 nm 0,0090 abs.
512 nm 0,0060 abs.
678 nm 0,0040 abs.
1,6 az 5,0 190 nm az 390 nm 0,010 abs.
Piimé meteni pomoci
etalonovych filtrti, porovnani
0,03 az 0,6 250 nm az 400 nm 0,0045 abs. s etalonovymi filtry
(93,3 % az 25,1 %) (1,1 % abs.)
0,6 az 1,1 250 nm az 400 nm 0,0050 abs.
(25,1 % az 8 %) (1,2 % abs.)
0 az 0,4 396 nm az 401 nm 0,0060 abs.
(100 % az 40 %) (1,4 % abs.)
401 nm az 406 nm 0,0030 abs.
(0,7 % abs.)
406 nm az 420 nm 0,0030 abs.
(0,7 % abs.)
0,4 az 0,8 396 nm az 401 nm 0,0030 abs.
(40 % az 16 %) (0,7 % abs.)
401 nm az 406 nm 0,0030 abs.
(0,7 % abs.)
406 nm az 420 nm 0,0030 abs.
(0,7 % abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pot- Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana o ) Identifikace Praco-
Sislo! Kalibrovana veli¢ina/P¥edmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ., t
cislo min  jedn. max  jedn. mé¥eni? postupu | V€
0,8 az 1,2 396 nm az 401 nm 0,013 abs.
(16 % az 6,3 %) (3,0 % abs.)
401 nm az 406 nm 0,0050 abs.
(1,2 % abs.)
406 nm az 420 nm 0,0050 abs.
(1,2 % abs.)
1,2 az 1,6 396 nm az 401 nm 0,0060 abs.
(6,3 % az 2,5 %) (2,1 % abs.)
401 nm az 406 nm 0,026 abs.
(5,9 % abs.)
406 nm az 420 nm 0,0090 abs.
(1,4 % abs.)
1,6 az 2,8 396 nm az 401 nm 0,030 abs.
(25% az 0,16 %) (6,7 % abs.)
401 nm az 406 nm 0,010 abs.
(1,9 % abs.)
406 nm az 420 nm 0,0080 abs.
(2,3 % abs.)
0 az 0,35 420 nm az 460 nm 0,0035 abs.
(100 % az 45 %) (0,9 % abs.)
460 nm az 600 nm 0,0030 abs.
(0,7 % abs.)
600 nm az 860 nm 0,0035 abs.
(0,9 % abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pot- Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana o ) Identifikace Praco-
Sislo! Kalibrovana veli¢ina/P¥edmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ., t
cislo min  jedn. max  jedn. mé¥eni? postupu | V€

0,35 az 0,7 420 nm az 460 nm 0,0040 abs.

(1] az 0 ,U Y0 ans.

(45 % 74 20 %) (1,0 % abs.)

460 nm az 600 nm 0,0030 abs.

(0,7 % abs.)

600 nm az 860 nm 0,0030 abs.

(0,7 % abs.)

0,7 az 1,0 420 nm az 460 nm 0,0050 abs.

(20 % az 10 %) (1,2 % abs.)

460 nm az 600 nm 0,0040 abs.

(1,0 % abs.)

600 nm az 860 nm 0,0040 abs.

(1,0 % abs.)

1,0 az 1,2 420 nm az 460 nm 0,0065 abs.

(10 % az 6,3 %) (1,5 % abs.)

460 nm az 600 nm 0,0050 abs.

(1,2 % abs.)

600 nm az 860 nm 0,0050 abs.

(1,2 % abs.)

1,2 az 2,2 420 nm az 460 nm 0,0080 abs.

(6,3 % az 0,63 %) (1,9 % abs.)

460 nm az 600 nm 0,006 abs.

(1,5 % abs.)

600 nm az 860 nm 0,0065 abs.

(1,5 % abs.)

0 az 0,3 860 nm az 950 nm 0,0035 abs.

(100 % az 50,1 %) (0,9 % abs.)
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pot- Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana o ) Identifikace Praco-
Sislo! Kalibrovana veli¢ina/P¥edmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ., t
cislo min  jedn. max  jedn. mé¥eni? postupu | V€

0 az 0,3 950 nm az 1000 nm 0,0035 abs.

(100 % az 50,1 %) (0,9 % abs.)

1000 nm az 1500 nm 0,0030 abs.

(0,7 % abs.)

0,3 az 0,65 860 nm az 950 nm 0,0030 abs.

(50,1 % az 22,4 %) (0,7 % abs.)

950 nm az 1000 nm 0,0055 abs.

(1,3 % abs.)

1000 nm az 1500 nm 0,0060 abs.

(1,4 % abs.)

0,65 az 0,8 860 nm az 950 nm 0,0040 abs.

(22,4 % az 16 %) (1,0 % abs.)

950 nm az 1000 nm 0,0055 abs.

(1,3 % abs.)

1000 nm az 1500 nm 0,0060 abs.

(1,4 % abs.)

0,8 az 1,0 860 nm az 950 nm 0,0040 abs.

(16 % az 10 %) (1,0 % abs.)

950 nm az 1000 nm 0,0040 abs.

(1,0 % abs.)

1,0 az 1,4 860 nm az 950 nm 0,0050 abs.

(10 % az 4 %) (1,2 % abs.)

950 nm az 1000 nm 0,0050 abs.

(1,2 % abs.)
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pok. Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana o ) Identifikace Praco-
Cislo! Kalibrovana veli¢ina/P¥edmét kalibrace - - - Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho Viste
min  jedn. max  jedn. méieni? postupu?®
2* | Pomér absorbanci/spektralni Pfimé méfeni CRM a KP 1/S 1
rozlisitelnost spektrometrtt UV, kapalné vypocet
filtry 1,0 az 2,2 265 nm az 270 nm 0,0020 abs.
3* | VInova délka v oblasti spektra UV- Piimé méfeni CRM nebo |KP 1/S 1
VIS-NIR/fotometry a spektrometry, etalonovych filtrd,
filtry pro kontrolu vinovych délek a porovnani s CRM
spektralni rozlisitelnosti 200 nm az 650 nm 0,035 nm
650 nm  az 900 nm 0,060 nm
900 nm az 2600 nm 0,5nm
4* | VInocet v oblasti spektra IR/ Piimé méfeni etalonovych |KP 3/S 1,3
spektrometry IR a FTIR 10000 cm® az 4000 cm? 0,60 cm? filtrt
4000 cm? az 400 cm'! 0,30 cm!
5* |Integralni transmitance/métidla Piimé méfeni etalonovych | KP 1/S 1
zatmaveni a propustnosti 18 % az 100 % 0,7% filtra
6* |Kolorimetrické soufadnice/ Pfimé méfeni KP 5/S 1
spektrofotometry pro métfeni barev, kolorimetrickych
kolorimetrické vzorky standardd a porovnani
Typ osvétleni: D65, C s kolorimetrickymi
Uhel pozorovatele: 2°, 10° standardy
L*= 5 az 100 0,1 abs.
a* = -20 az 110 0,2 abs.
b* = -20 az 110 0,1 abs.

11_01-P508b K-20221122

Strana 71z 75




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.

objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

Pok Jmenovity rozsah Nejniz§i udavana Identifikace Praco-
sl ° | Kalibrovana veli¢ina/Pfedmét kalibrace Parametr(y) méfené veli¢iny | rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho | ., t
cislo min  jedn. max  jedn. mé¥eni? postupu | V€
7* | Kolorimetrické soufadnice/ Typ osvétleni: D65, C Porovnani s KP 5/S 1
Kolorimetrickeé etalony a vzorky Uhel pozorovatele: 2°, 10° kolorimetrickymi etalony.

L*= 0 az 80 0,5 abs.

a*=| -5 az 5 0,3 abs.

b*=| -5 az 5 0,5 abs.

V ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace muize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.
U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentl identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etné vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veli¢iny:
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Veli¢iny ¢asu a frekvence

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024

Jmenovity rozsah

evN s

Identifikace

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina/Pfedmét kalibrace Parametr.(v}.f) méfené rozsifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr,;ic?_
cislo min  jedn max_jedn. veli¢iny méFeni postupu? visté
1* |Frekvence/Citace, métidla frekvence, méfici pfijimace, Pfimé méfeni na etalonovém | KP 1/F, 1
osciloskopy, spektralni, modulacni a frekvencni generéatoru KP 18/E

analyzatory, radiokomunikacni a radionavigaéni
testery, simulétory a imitatory (ATC, DME, TACAN,
TCAS, VOR-ILS) 0,01 Hz az 0,1Hz 32-10°9
0,1 Hz az 1Hz 4,910
1Hz az 100 Hz 2,210
100 Hz az 40 GHz 19101
0,1 MHz 9,5 10
1 MHz 9,5 10
5 MHz 9,5-101
10 MHz 9,5-101
2* | Frekvence/referen¢ni oscilatory, vf, nf, funkéni a Ptimé méieni frekvence KP 2/F,
pulsni generatory, frekvenéni ménice, spektralni, etalonovym citatem KP 3/F,
obvodové, modulacni a frekvencni analyzatory, KP 4/F
radiokomunikacni a radionavigacni testery,
simuléatory a imitatory (ATC, DME, TACAN, TCAS, Sinusovy signal
VOR-ILS) 0,1 Hz az 1Hz U=357V 6,5-10°
1Hz az 10 Hz 2,1-107
10 Hz az 100 Hz 1,4-108
100 Hz az  1kHz 3,1-10°
1kHz az 10kHz 4,1-1010
10 kHz az 500 MHz 1,410
500 MHz az 6 GHz 1,210

11_01-P508b K-20221122

Strana 73z 75




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 504/2024 ze dne: 27. 9. 2024
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- ity . Nejnizsi udavana ifi
;;;B’l Kalibrovana veli¢ina/Pfedmét kalibrace - JrTleHOVIty rozean - Paramfgi(gi?];nerene rozgil‘ené nejistota Princip kalibrace ll(gleigglé‘;ai(l:li P:;:g_
min  jedn max jedn. méfeni? postupu®
Sinusovy signal
6 GHz az 15GHz u=10Vv 1,0.10%1°+ 2,8 Hz
15GHz az 46 GHz 1,0.10%°+ 3,7 Hz
ObdéInikovy
001Hz az 0,1Hz signal U =5,0 V 1,310
0,1 Hz az 10 Hz 1,2-1010
10 Hz az 350 MHz 1,1-1010
3* | Siika pasma/osciloskopy Neptimé méfeni etalonovym | KP 18/E 1
100 kHz az 1 GHz 13 % generatorem a vf voltmetrem
1GHz az 3GHz 17%
3GHz az 6GHz 20 %
4* | Cas, Casovy interval/Citate, stopky, generatory, Piimé méfeni etalonovym | KP 2/F
Casovace, syntezatory, ménice 1ns az 10 ns 0,75 ns | osciloskopem
10 ns az 10 ms 0,40 ns
10ms  az ls 0,51 ns
Piimé porovnani, elektrické | KP 18/E
1s az 10s 1,5ns |spusténi
10s az 100's 1,5-1010
100s az 100000 s 1,1-107%
Porovnani s etalonem, ru¢ni | KP 5/F
10s az 12 h 0,06 s |spusténi

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového ¢isla oznaceny hvézdickou.
Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz$i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedené vychézi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize

byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného postupu

(vEetné v§ech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
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objekt ¢islo 2222, Kalibra¢ni laboratot
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté

CMC pro obor mérené veli¢iny: Fyzikilné chemické veli¢iny

VI,’OF'l ve:?é?i:g;l?;/?(;‘r?lét Jmenovity rozsan I?iarafnetr.(y) Nejniigl:.Udévanévngﬁe"é Princip kalibrace ligfirt])trglélin?l:li Pr.av\cs)-
cislo kalibrace min jedn. max jedn. méfené veliciny nejistota méreni postupu? visté
1* | Objemova koncentrace Spektrofotometrické méfeni KP 1/0 2
ozonu/vyvijece ozonu 0 nmol/mol az 100 nmol/mol 2,4 nmol/mol | koncentrace ozonu
100 nmol/mol  az 5 000 nmol/mol 17 nmol/mol
2* | Relativni vlihkost/ Ptimé porovnani s etalonovym KP 1/V 1
vlhkoméry 5% RH az 70 % RH (20 az 50) °C 2,2% RH vlhkomérem v klimatické komote
70 % RH az 95 % RH (20 az 50) °C 3,2% RH

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize
byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentl identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné v§ech zmén).
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